NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60603-7-2
STAN DARD Premiére édition

First edition
2007-03

es —

pour les fi
blindées &

iffeation for 8-way,
ree and fixed connectors, for data
sions with frequencies up to 100 MHz

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60603-7-2:2007



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000. Ainsi, la CEl 34-1
devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and

the base publication incorporating amendments 1
2

ol
e

base incerperantiesamendements—et2-

Informptions supplémentaires
sur leg publications de la CEI

Le contgnu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel d¢ la technique. Des renseignements relatifs a
cette puplication, y compris sa validité, sont dispo-
nibles d@ns le Catalogue des publications de la CEIl
(voir ci{dessous) en plus des nouvelles éditions,
amenderhents et corrigenda. Des informations sur les
sujets a|’étude et 'avancement des travaux entrepris
par le cdmité d’études qui a élaboré cette publication,
ainsi qe la liste des publications parue
égalemeht disponibles par I'intermédiaire de:

. Sitelweb de la CEI (www.iec.ch)

e Catalogue des publications de la CEI

Le gatalogue en ligne sur lg
(www.iec.ch/searchpub) vous
rechprches en utilisan
comprenant des recherghe
d’étydes ou date de publicat

ligng sont égalemén{ disponibles su
publlcations, les atio 5e%
ains| que sur les coxrig )

. IEC|Just Publish

Ce [résumé des\de g’ parues
(wwyv.iec.ch/gitine st aussi dispo-
niblg illez prendre
contpct oir ci-dessous)
pour

. Seryice ch

Si Jous avez s questions au sujet de cette
publjcatiagn you ave esoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clier]ts:

Further information 6

The technical is kept

Fing that
the content brmation
relating ta/thisNp idity, is

Satalogue of publlications
ewveditions, amehdments
y on the subjects under
progress undertakeln by the
which has prepargd this
3 the list of publicationgy issued,
i the following:

on-line catalogue on the IEC web site
ww.iec.ch/searchpub) enables you to sedrch by a
variety of criteria including text sparches,
technical committees and date of publicafion. On-
line information is also available on [recently
issued publications, withdrawn and [feplaced
publications, as well as corrigenda.

. IEC Just Published

This summary of recently issued pubications
(www.iec.ch/online news/justpub) is also pvailable
by email. Please contact the Customer| Service
Centre (see below) for further information

. Customer Service Centre

If you have any questions regarding this
publication or need further assistance| please
contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +4122919 02 11

Fax: +41 22919 03 00

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 2291902 11

Fax: +4122 919 03 00


https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60603-7-2
STAN DARD Premiére édition

First edition
2007-03

es —

pour les fi
blindées
données

cation for 8-way,
ree and fixed connectors, for data
sions with frequencies up to 100 MHz

© IEC 2007 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights| reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in any
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, form or by any means, electronic or mechanical, including
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les  photocopying and microfilm, without permission in writing from
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

CODE PRIX XC
Commission Electrotechnique Internationale PRICE CODE

International Electrotechnical Commission

MexayHapoaHaa dnekTpoTexHuyeckas Komuceus Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

-2 - 60603-7-2 © CEI:2007

SOMMAIRE
AV AN T -PROP O S ... et e e e e e e e e e e 8
LN I O 75 1 L O N 1 ] PP 12
S C 1= T = 1 1= T 14
1.1 Domaine d'appliCation ... 14
1.2 REfEreNnces NOMMatiVES .. ..iii i e 14
2 Deésignation de type CEl ... 18
Z.J Termes et defiNitioONS .......oiii e T e e e e [ 20
3 Cdqractéristiques communes et vue isométrique .............coooiiiiccn AL e e e 22
3.1 VUE ISOMELNIQUE ..o NN e e e NG e 22
3.2 Informations relatives a I'accouplement ... 0N\ AL\ A...... 22
4 Tefminaisons de cables et connexions internes — embases<et fiches ,.N5. N\.....N . 38
4.1 Généralités....ccoooiiiiiiiii e NN N e N ] 38
4.2 Types de SOMieS...cciiiiiiiii e e S DN N e e neeee e e 38
5 Clibres. .o NS e Ny e 40
51 EmMbases ..o N e e s N e e 40
52 Fiches ..o AN AN D Y e 2 46
B  CHracteristiques ......cooiviiiiiii e DN NG e AR e et e et eneee e e ene et e e e ene e e 50
I I CT=T g 1= = 1 1) (T T = S NP U T PRPRRRPRT ISR 50
6.2 Affectation de groupement des broshes et des paires.......ccoooevviviiiiic e 50
6.3 Classification enyca res cNmatigues ...\ . 50
6.4 Caractéristigues™électriques . N O8N N e 52
6.9 Caractéristiques i {0 ] I =R (SR 56
6.9 Caractefisti LN e LU T T N PP I 60
7 Espais et prt@ ...... 60
7.1 Génlral s ... N T N Y e ean e 60
7.2 Dispositjon\pourt essaide ta résistance de contact..........cc.ccoeeiviiiiinen o 62
7.3 Digposition peurRessaj de vibrations (phase d’essai CP1) .......cooovieviivnnnn e, 64
7.4 Rrocéduresd’essaief méthodes de mesure ..........ccceevevveiiieviieiineiineieeieeeeee o, 64
7.9 SPréCaRdIORNEMENT. . ... e e e 64
7.4 ontage des SPECIMENS ......veiiiiiiiiiii e e 66
7.7 Prograntmes d'€SSaiS ....ocuiiuieiiii i | 66
Annexe A (normative) Procédure de continuité de calibrage ...........ccoooiiiiiii 84
Annexe B (normative) Fonctionnement mécanique du dispositif de verrouillage.................... 92
Annexe C (normative) Exigences pour la fiche d'essai.........ccocviiiiiiiiiiiiiiiiiice e, 94
Annexe D (normative) Exigences générales pour le montage de mesure .............c..ceeevnnis 122
Annexe E (normative) Perte d'iNSertion ... 134
Annexe F (normative) Affaiblissement de réflexion.............ccooiiii 138
Annexe G (normative) Paradiaphonie ..o 142
Annexe H (normative) Teél&diaphonie ... ..o 146
Annexe | (normative) Sortie de SYMEtriSeuUr ... ..o 150

Annexe J (normative) Exigences de calibre..........ooooiiiiiiiiii 152


https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

60603-7-2 © |IEC:2007 -3-

CONTENTS
FOREWORD ...ccuiii ittt ettt et e e et e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e et eerenns 9
LN I O 75 1 L O N 1 ] PP 13
N C 1= 1= - | S 15
I S Yo o T o 1 15
1.2 NOrmative referEnCeS ... 15
2 IEC type deSignation ..o 19
2.1 Terms and definitiONS .....c.iiiiiii et ee e e e L D ee e en gl enes 21
3 Cdmmon features and isometric view ..o A e e e 23
3.1 ISOMELriC VIEW ... NN e e v NG e 23
3.2 Mating information...........cooiii GO N Ad...... 23
4  Cgble terminations and internal connections — fixed and fr BCIOFS .. N, 39
4.1 General.....ccoooiiiiiiii AN GN N N 39
4.2  Termination tyPesS....cooi i e - N - e g e erneeenee ], 39
LT C - 11 o 1= Y AU NP7 = SN USRS R 41
5 Fixed conNecCtOrs ......coooiiiiiiii D A e e i s e e e ee e eneeneen e 41
5.2 Free connectors .......coooooe NG AN D e fn b Y e 47
6  CHaracteristics .....oveviiiii i O e N e e DD e e e et e et e eie e e e e e e e 51
o I CT=T =1 - | - ST T U P TRRPRY [P 51
6.2 Pin and pair grouping assSignmMening s SN N e 2 eeeeeeeeiieeineeineeineeineeeneeneeneesfeeenn 51
6.3 Classification intd slimaticeategoryei. N\ ... N 51
6.4 Electrical characteristi¢s........ N8 o N 53
6.9 Transmission CRaraBleristiCoN N e e 57
6.6 Mecha L VT T N N O N PR PR PP TUUPRPRUPRUPIY AU 61
7 Tepsts and te@ Yo TN | N N PR ISP 61
1 Generalra . N R N N e e 61
...... 63
...... 65
...... 65
...... 65
...... 67
...... 67
Annex A (normative) Gauging continuity proCedure.........ccoooiiiiiiiii i 85
Annex B (normative) Locking-device mechanical operation.............ccooooiiiiiiiiiiiiiien, 93
Annex C (normative) Test plug requiremMents .........cccooiiiiiiiiiiiii e 95
Annex D (normative) General requirements for the measurement set-up..............cc.coeeenenes 123
Annex E (normative) INSertion J0SS ... 135
Annex F (normative) RetUrN 10SS ... ... e 139
Annex G (normative) Near end cross talk (NEXT) ..o 143
Annex H (normative) Far end cross talk .........ccooiiiiiiiiii s 147
Annex | (normative) Termination of balun.............oooii 151

Annex J (normative) Gauge requIremMeNnts .. ......oiiiiiiiiii 153


https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

—4 - 60603-7-2 © CEI:2007

Figure 1 — VUE ISOMEIIIQUE ....ou i e e e 22
Figure 2 — Dimensions d'interface de contact avec fiche raccordée..............cocoeeiiiiiiiiinnnnn. 24
Figure 3 — Détails de 'e€mMbase........cuuiiiiii e 30
Figure 4 —Vue de la fiChe .. ..o 34
Figure 5 — Calibre "entre . . e 40
Figure 6 — Calibres "N entrent Pas” . ..o 42

11 — Disposition pour I’essai de la résistance de contact
12 — Disposition pour I’essai de vibrations
A.1 — Calibre

sortie

Figure
Figure
Figure

Figure
Figure(D.5
Figure|E.1

Figure
Figure
commy
Figure
LoToT 0] 0411 1 Pt PSP ....146
Figure H—=Atténuatet équiii'ulé pout plibc centratede bylllé‘uiacw ataterre——r ... 150
Figure 1.2 — Atténuateur équilibré pour prise centrale de symétriseur ouverte ..................... 150
Tableau 1 — DIimensions pour [a FiQUIe 2. e 26
Tableau 2 — Dimensions pour la Figure 3 ... 32
Tableau 3 — DIMensions pour 1a FIQUIE 4 ... 36
Tableau 4 — Dimensions pour les Figures 5 et 6.........coooiiiiiiiii e 44
Tableau 5 — DImMensions pour [a FiQUIe 7 ... e 46

Tableau 6 — Dimensions pour la Figure 8 ... . ..o 48


https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

60603-7-2 © |IEC:2007 -5-

FIgure 1 — ISOMEIIIC VIEW ....iiiiiti e 23
Figure 2 — Contact interface dimensions with terminated free connector............................... 25
Figure 3 — Fixed connector details ..o 31
Figure 4 — Free CONNECION VIBW .. ouu ittt 35
FIQUIE 5 — G 07 GAUGE . ittt e e e e et e e 41
(o TUT =Y SR N [o R e To T - 10 Lo = N 43
Figure 7 — “NO-g0” QAUGES . .uiuiiiiiii ittt ettt e e e e e e e e e e e et e e aaaanns 47
FIQUIE 8 — G 07 GAUGE . ittt e e e e e e e e e et e e e 49
Figure 9 — Fixed connector pin and pair grouping assignment (front view of connector)........ 51

Figure[10 — Connector de-rating curve ............ccooveiiiiiiii e
Figure|11 — Arrangement for contact resistance test
Figure|12 — Arrangement for vibration test ... SO

Figure]A. 1 — Gauge.....coooevviiiiiiiiiicicceeeeeeeee e o DG\ 0
Figure|A.2 — Gauge inSertion ..........cooiiiiiiiiin i O N e et T N e e e
Figure|C.1 — De-embedding reference plug...................

Figure|C.2 — De-embedding reference jack .........cc... /oot NGHORree N reenieeieieeeeenn
Figure|C.3 — THI3KIT test head interface with balan
Figure|C.4 — Alternative to item 3.1 in/Tab
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure|l.

Table 1 — DIiMensions fOr FIQUIE 2 ... e 27
Table 2 — DIMensions fOr FIQUIE 3 ... e 33
Table 3 — Dimensions for FIGQUIE 4 ... 37
Table 4 — Dimensions for FIQures 5 and 6 ..o 45
Table 5 — DIMeNSIiONS fOr FIQUIE 7 ... e e 47

Table 6 — DIiMensions fOr FIQUIE 8 ... e 49


https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

-6 - 60603-7-2 © CEI:2007

Tableau 7 — Catégories climatiques — valeurs choiSies ..o, 50
Tableau 8 — Lignes de fuite et distances d’isolement .............coooiiiiiiiii i, 52
Tableau 9 — Groupe d’@SSAIS P ....ceeiiiiiii 68
Tableau 10 — Groupe A’ eSSaIS AP ... 70
Tableau 11 — Groupe d’eSSaiS BP ..., 74
Tableau 12 — Groupe d’eSSaiS CP ... 76
Tableau 13 — Groupe d’eSSaiS DP ... 78
Tableau 14 — Groupe d’eSSaiS EP ..., 80
Tableau 15 — Groupe d’essais F P e 82
Table

Table

Table

Table

Table

Table

Table

Table

Table

Tabledu F.1 — Bande d’incertitude de mg -

fréquepces inférieures a 100 MHz......._ 7~ ... N D ....140

Tablegu F.2 — Bande d’incertitude de
fréquences supérieures a

9,



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

60603-7-2 © |IEC:2007 -7-

Table 7 — Climatic categories — selected values ... 51
Table 8 — Creepage and clearance diStanCes........c.oovuiiiiiiiiiii e 53
Table O — TSt GroUP P oo e e 69
Table 10 — TeSt GroUP AP ..o et 71
Table 11 = Test group BP ... 75
Table 12 — TSt GroUP CP o e e eaas 77
Table 13 — Test GroUD D ... e 79
Table 14 — Test group EP ... 81
Table 15 — Test group F P i 83

Table 16 — Test group GP ... [ G e e N e 83

Table A.1 — Dimensions for Figure A1 ..o KON 87
Table €C.1 — De-embedded real and imaginary reference jack vectors ...\. ... 2D ....105
Table €.2 — Test plug NEXT 1088 lMitS ...oouiiniiiiiii e o N 00N e e ....107
Table €.3 — Test plug NEXT loss ranges .109
Table 111
Table 115
Table 121
Table 127
Table

100 M .141
Table

100 M .141



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

-8- 60603-7-2 © CEI:2007

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7-2: Spécification particuliere pour les fiches et les embases

non blindées a 8 voies pour latransmission de données
a des fréquences jusqu'a 100 MHz

AVANT-FROFOoS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation plisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj A CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les quest{ons\ de nor all ation\dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre a tre act § Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique e cificat] a jbles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de la CE X | i¢e a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére iper. Les
orgahisations internationales, gouvernementales et non gouvernel rticipent
égalément aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Orga n (ISO),
selof des conditions fixées par accord entre les deux organis,

2) Les flécisions ou accords officiels de la CEl concernant les mesure
du ppssible, un accord international sur les sulets etu e la CEI
intérpssés sont représentés dans chaque cg

3) Les Publications de la CEIl se présentent 5Qus la agréées
comine telles par les Comités nationaux de |3 . isophables sont entrepris afin que la CEI
s'asgure de I'exactitude du contenu technique |cat| s; la CEIl ne peut pas étre tenue resgonsable
de I'¢ventuelle mauvaise utilisation ou interprétatia par un quelconque utilisateur final.

4) Dang le but d'encourager I'uni i : ationaux de la CEl s'engagent, dans|toute la
meslyire possible, a applig@er de Sublications de la CEl dans leurs pubjications
natignales et reglonales ) i c e$ Publications de la CEIl et toutes pubjications
natid e i & indjguées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEI n’a prév ge valant indication d’approbation et n'engage|pas sa
resppnsabilité p es a une de ses Publications

6) Toud les utilisateu t en possession de la derniére édition de cette publicatipn.

7) Aucl ¢e a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiligires ou
man e jculiers et les membres de ses comités d'études et des |[Comités
natid sjudice’causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dom € e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de ju \ RE < ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toutq e icafi CEI,*0u au crédit qui lui est accordé.

8) L'atte r les)références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pubjications
réfénencées oireNpour une application correcte de la présente publication.

9) L’att dr le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuvgnt faire
I'objét de_droits de™propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenpe pour

resp

bnsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenc

b

La Norme internationale CEI 60603-7-2 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour

équipe

ments électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1740/FDIS 48B/1748/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT —

Part 7-2: Detail specification for 8-way, unshielded,
free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 100 MHz

FOREWORD

1) The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fo
all national electrotechnical committees (IEC National Committees) The ok
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the ed{ectrica and
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stan
Technical Reports, Publicly Available Specmcatlons (PAS) and Guides
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; ai
in tHe subject dealt with may participate in this preparatory wor :
govarnmental organizations liaising with the IEC also participate i
with |the International Organization for Standardization (ISO) A
agrepment between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters

interpsted IEC National Committees.

3) IEC |Publications have the form of recom
Compmittees in that sense. While all reasonab
Publ|cations is accurate,
misipterpretation by any end user.

mprising
promote
elds. To
cations,
bs “IEC

interested

hd non-

4 closely

ined by

national
from all

National
t of IEC
for any

4) In ofder to promote internatjopal uniformit & NatiognaNCowmi ications
trangparently to the maxinfum “e it i ir natipnal and regional publications. Any diergence
between any IEC Publication e gndjng national’or regional publication shall be clearly ind|cated in
the lptter.

5) IEC |provides no n arkl g proce s approval and cannot be rendered responsible|for any
equipment decla j i Publication.

6) All ugers should e r edition of this publication

7) No liability shall atta i i employees, servants or agents including individual expgrts and
members of its t i{] and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
othe 3 vef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
expgnses ayising.olt o publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ofher IEC
Publ|cations

8) Attentidn i the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicftions is
indispensable th application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sdbject of

patept rights:~E not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interndtional’ Standard IEC 60603-7-2 has been prepared by subcommittee 48B: Conngctors,
of IEC wwwmmwmwmﬁes for

electronic equipment.
The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1740/FDIS 48B/1748/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CEl 60603, présentées sous le titre général
Connecteurs pour équipements électroniques, peut étre consultée sur le site web de la CEl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch" dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

@%
S
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A list of all parts of the IEC 60603 series, under the general title Connectors for electronic
equipment, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@%
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INTRODUCTION

Des applications se sont développées, nécessitant I'utilisation de l'interface décrite dans la
CEI 60603-7:1996 avec certaines spécifications de performances a des fréquences plus
élevées. Les parametres pour cette performance comprennent la perte d’insertion, la
paradiaphonie (NEXT; en anglais near end crosstalk), la télédiaphonie (FEXT; en anglais far
end crosstalk), et l'affaiblissement de réflexion. D’aprés les exigences d'application, les
spécifications pour ces parameétres s'appliquent toujours a une connexion accouplée d'une
fiche et d'une embase. Les détails relatifs aux essais des connecteurs et des fiches d’essai
sont donnés en Annexe C.

@%
S
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INTRODUCTION

Applications have emerged which require the use of the interface described in IEC 60603-7:
1996 with certain performance specifications at higher frequencies. The parameters for this
performance include insertion loss, near end crosstalk (NEXT), far end crosstalk (FEXT), and
return loss. Based on application requirements, the specifications for these parameters
always apply to a mated connection of a free (plug) and fixed (outlet) connector. Details for
testing of connectors and test plugs are given in Annex C.

@%
S
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7-2: Spécification particuliere pour les fiches et les embases

non blindées a 8 voies pour la transmission de données
a des fréquences jusqu'a 100 MHz

1 Geénéralités

1.1 pPomaine d'application

La prégsente partie de la CEIl 60603-7 couvre les fiches et les embase indées\a @ voies
et spécifie les exigences mécaniques et environnementales aifsi ‘que ~ i es de
transmfission électrique pour des fréquences jusqu'a 100 pMHz.\C elrs sont
normalement utilisés comme connecteurs de catégorie 5 dans te eS\de cablage de
classe|D spécifiés dans I'I|SO/CEI 11801:2002.

Ces connecteurs sont accouplables, interopérables t avec
les aufjres connecteurs de la série CEIl 60603-7. & eropérable» étant en
discussion a la CEl, dans cette norme, ce terme ca ion suivante: I'embasg et la

fiche peuvent s’interconnecter avec tg

1 60603-7 et lorsqule c’est

le cas,|elles satisfont a toutes les exige CEI 60603-7 pour lg4 basse
fréquepce.

NOTE [Catégories de performance de transmission AT B, partie de la CEIl 60603-7, lorsque |e terme
“catégorje" est utilisé en référence aux perfotma ANSh ion, il renvoie aux catégories défipies par
I''SO/CHI 11801: 2002.

1.2 Références nor

Les documents 3 p indispensables pour ['application du présent
documgnt. Pour & fe S sedle I'édition citée s’applique. Pour les références
non dgtées, la dernigre editi § ent de référence s'applique (y compris les événtuels
amendements).

CEI 60050(58 buls Electrotechnique International (VEI) - Chapitre] 581:
Compgsanpts é Recani g pour équipements électroniques

CEI 60068- d'environnement — Premiére partie: Généralités et guide

CEI 60068-2*38, EsSais d'environnement — Deuxiéme partie; Essais. Essai Z/AD:| Essai

cycligyencemposite de température et d’humidité

CEI 60169-16, Connecteurs pour fréquences radioélectriques — Partie 16: Connecteurs
coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diametre intérieur du conducteur extérieur de
7 mm (0,276 in) a verrouillage a vis — Impédance caractéristique 50 ohms (75 ohms) (Type N)

CEI 60352 (toutes les parties), Connexions sans soudure

CEI 60512 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et

mesures

CEI 60512-1-100, Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et mesures —

Partie 1-100: Généralités — Publications applicables
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7-2: Detail specification for 8-way, unshielded,
free and fixed connectors, for data transmissions
with frequencies up to 100 MHz

1 General

1.1 Sg¢ope

This part of IEC 60603-7 covers 8-way, unshielded, free and fixed gx ecifies
mechapical and environmental requirements, and electrical tran§missie shts for
frequepcies up to 100 MHz. These connectors are typically usec S tors in
class ) cabling systems specified in ISO/IEC 11801:2002.

These|connectors are intermateable, interoperable, other
IEC 60603-7 series connectors. While the definition of i within
IEC, “interoperable” in this standard means the followi nector
are capable of interconnecting with any IEC 6060 ' cornnector, and that whgn it is
intercoEtnected, it fully meets all requite frequency IEC 60603-7|series
standard.

NOTE [fransmission performance categories: ir—this part e S, 60603-7, the term “category”, when|used in
reference to transmission performance, refers tp those categorie ed by ISO/IEC 11801:2002

1.2 %

The fo s are {ndispensable for the application of this document.
For da editi applies. For undated references, the latest |edition
of the ndments) applies.

IEC 60 c i teChnical Vocabulary (IEV) — Chapter 581: Hlectro-
mechahi S S equipment

IEC 60068-1\Envi ng — Part 1: General and guidance

IEC 6006 3 ionr i — Part 2: Tests. Test Z/AD: Composite
temperature/R&i i

IEC 60[169-16, Radro frequency connectors - Part 16: R.F. coaxral connectors wrtt inner
diamete 2 bdance
50 ohms (75 ohms) (Type N)

IEC 60352 (all parts), Solderless connections

IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements

IEC 60512-1-100, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements -

Part 1-100: General — Applicable publications
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CEI 60603-1, Connecteurs pour fréquences inférieures a 3 MHz pour utilisation avec cartes
imprimées — Partie 1: Spécification générique — Prescriptions générales et guide de rédaction
des spécifications particuliéres, avec assurance de la qualité

CEI 60603-7 (toutes les parties), Connecteurs pour équipements électroniques

CEIl 60664-1, Coordination de I'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a basse
tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais

CEI 61076-1, Connecteurs pour équipements électroniques — Exigences de produit — Partie 1:
Spécification générique

CEI 61156 (toutes les parties), Cables multiconducteurs a paires symétfi s pour
transmfissions numeériques
ISO/IEC 11801:2002, Information technology — Generic cabling bmises

(dispomible en anglais seulement)

ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GP états de gurface

dans la documentation technique de produits

UIT-T K.20, Immunité des équiperents 5 sation des centrgs de
télécommunication aux surtensions ekKauxX\suk S

UIT-T K.44, Tests d'immunité des
surtengions et aux surintensités — Rec

télécommunication exposés aux
entale

UIT-T
UIT-T

EN 50 ion — Spécifications des méthodes d'essai — Partie 1-
14: M i bnt de
blindag
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IEC 60603-1, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards — Part 1:
Generic specification — General requirements and guide for the preparation of detail

specifications, with assessed quality

IEC 60603-7 (all parts), Connectors for electronic equipment

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:

Principles, requirements and tests

IEC 61076-1, Connectors for electronic equipment — Product requirements — Part 1. Generic

specification

IEC 61156 (all parts), Multi-core and symmetrical pair/quad cables for digital comn

ISO/IELC 11801:2002, Information technology — Generic cabling for ¢

ISO 1B02, Geometrical Product Specifications (GPS) -
technigal product documentation

ITU-T [K.20, Resistibility of telecommunication equip
centre|to overvoltages and overcurrents

ITU-T K.44, Resistibility tests for telek
overcufrents — Basic Recommendation

ITU-T (5.117, Transmission espects of unb arth

ITU-T 0.9, Measuring

EN 5(0289-1-14, Ko
Electrigal test @m‘

hardware

g telecommuni

exposed to overvoltag

%Ce abot ;
sess the Hégree of unbalance about earth

pecifications for test methods — Part
pdation or screening attenuation of con

ications

ure in

cations

es and

1-14:
hecting



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

2 Désignation de type CEI

- 18 —

60603-7-2 © CEI:2007

Les connecteurs, les corps de connecteurs et les connecteurs équipés de contacts conformes
a la présente norme doivent étre désignés selon le systéme suivant:

Lettrels indiquant le type de contact

Femelle

Male

AN

AN
tle

»
2]

N

A bdrne a vis

| ettres indi}war‘k \(rﬂ){ e
AN

A repsort

Sertles

4

Aud )dénu@ﬁs&cﬁl es ¥IDC)

S
Audodé\wda\ﬁks Wssibles (IDC)

A pdrcement d'iselant (IPC)

A sduder

IEC 60603-7-2 L{N|fL]|L L{N|[N N
| [
Référence a la Numéral indiquant le
présente norme niveau de
performance (PL)
1 | 7 50 manceuvres
Lettfes indiquant Te type ]
de donnecteur (2 \2\500 mgnceuvres
Embase A x
Fiche C (\
N\kmx\ramdh{ehwﬁ ne variante
tilisé
</\ 1 Xpe}s\)eﬁcore utilisé)
Nombre de contacts \\ \)
8

N{m?e‘ral}ﬁdiquant la finit

on du contact

)

\§r, alliage or

1
2/ Palladium/nickel

Lettres indiquant le type d'er
conducteur ou le cable

hplacement de

Cable rosette

Cable multibrin

Cable monobrin

Cable rosette ou multibr,

n

Cable monobrin ou mult

brin

Cable rosette, monobrin

ou multibrin

Monté sur carte

X[O[mm|{o([Oo|w|>

Exigences particuliéres
les cables

du client pour

A insertion a force

—|m'uz§0m)a< ﬁ

“L” signifie lettre
“N” signifie numéral

EXEMPLE IEC 60603-7-2 A8FM-E11-1: Embase, montée sur panneau, munie de 8 contacts femelles a contacts
autodénudants pour fils monobrin et multibrin, plaquée, conforme au niveau de performance 1.
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2 |IEC type designation

Connectors, connector bodies and connectors with pre-inserted contacts according to this

standard shall be designated by the following system:

“L” stands for letter

“N” stands for number

IEC 60603-7-2 LIN|L{L L{N|[N N
Reference to Number denoting
this standard performance level
(PL
Q\opefations
Letters denoting connector ' N\ _
typel 2 \2\500 pgrations
Fixgd version A N X
Fre¢ version
c </\ ‘§u\ﬁw\be denoting vpriant
s\ SN\ ot used yét)
Number of contacts \/
8 s
) ber denoting contadt finish
| +/| Gold, gold-alloy
Let{ers denoting type of contact 2 | Palladium/nickel
Female /\ N
Male A
N Letters denoting type of conductor
/\ accommodation or cable
: P\ A | Tinsel wire
Letlers denoting’t ermigati
II \Q/M /}Q B | Stranded wire
Scréw termina >
s I c | Solid wire
pring — ¢
c m \ B D | Tinsel or stranded
rimp C
Stranded or solid wire
Accpssible Tagul W M E . — -
Displacem 1D F | Tinsel, stranded or solid wire
Non-acceSS|b\LQ§ﬁlat|on N G | Board mounted
Displacement (IDC) — :
~ ———— —— X | Customer specific requifements
|nSLIGlIUII plclbllls \II U) |J Tor CaD'es
Solder
Press—in connection T

EXAMPLE IEC 60603-7-2 A8FM-E11-1: Fixed connector, panel mounted, having 8 female contacts with insulation
displacement contacts for solid and stranded wire, gold plated, meeting performance level 1.
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2.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la CEl 60050(581), de la
CEI 61076-1, de la CEl 60512-1, ainsi que les suivants, s’appliquent.

2.1.1

catégories de performance de transmission

dans la présente partie de la CEl 60603-7, lorsque le terme “catégorie” est utilisé en
référence aux performances de transmission, il renvoie aux catégories définies par
I''SO/CEI 11801:2002

2.1.2
niveayx d’interchangeabilité
les connecteurs décrits dans la présente partie de la CEl 6060

lables,

interopérables et offrent une compatibilité amont avec tous les série
CEIl 60603-7

2.1.3

compdtibilité d'accouplement

on s’apsure de la compatibilité d’accouplement en a alibres

“‘ENTRENT” et “N'ENTRENT PAS” données
dimengionnelles

les exigences

2.1.4
compdtibilité amont
la conppatibilité amont est assurée lors

ou urre embase est conformg a la
hase ou une fiche d’'un conneg¢teur a
plus basse fréquence de la.série CEl 6060 IS aht a toutes les exigences de Ip série
CEI 60603-7 sur les conng

2.1.5

interopérabilité

I’interopérabilitéiff
a toutds les exigentes d
fiches |ibres, ou deXi

d€ la CElI 60603-7-2 est assurée par la conformité
psque 'embase est accouplée a toute une ganpme de
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2.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions of IEC 60050(581), IEC 61076-1,
IEC 60512-1, as well as the following, apply.

2.1.1

transmission performance categories

in this part of IEC 60603-7 the term “Category”, when used in reference to transmission
performance, refers to those categories defined in ISO/IEC 11801:2002

2.1.2

interclrangeabitity tevets
the copnectors described in this part of IEC 60603-7 are intermateablé¢
backward compatible with all IEC 60603-7 series connectors

le and

2.1.3
intermjateability

intermateability is ensured by applying the “GO” and “NO-GQ
adhergnce to dimensional requirements within

herg¢in and

2.1.4
backwjard compatibility
the bapkward compatibility requirement _ensurgs$ bliance
with this part of IEC 60603-7, mate ' lower
frequepcy IEC 60603-7 series connecto 2 comply with/the requirements of thg¢ lower
frequepcy IEC 60603-7 series connecto

2.1.5
interoperability
interoperability of diff

connegtors, or “@I q

ith all
t” free
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3 Caractéristiques communes et vue isométrique

3.1 Vueisométrique

3.2

3.2.1

Les dim

donnég¢s aux
affectéles.

IEC 238/07

sant la
celles
nt pas



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

60603-7-2 © |IEC:2007 - 23 -

3 Common features and isometric view

3.1 1

3.2 M

3.2.1

Dimensio

of con
specifi

sometric view

bd dimensions

IEC 238/07

are not influenced.

shape
as the
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3.2.2 Contacts — conditions d’accouplement

P1

@

T—6
%%%ﬁ = :

|l B2

-D- K2 F2
N2 o5 mm D] R

N

@

o e

B2

N2 =Totsmm D]
G &
O
N

f@gf

TEC Us/7US

Légende
1 Contact femelle de 'embase.

2 Aucune bavure ne doit dépasser du sommet du contact méale dans cette zone, dans la mesure ou il peut s'agir
d'une zone de contact.

Angle facultatif.
Configuration de contact minimale préférentielle.

Configuration de contact préférentielle.

o O b W

Configuration de contact optionnelle.

Figure 2 — Dimensions d'interface de contact avec fiche raccordée
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3.2.2 Contacts — mating conditions

P1 @

— 25—

i

L e =
= N2 =[0,15mm | K2 R2 ] fi
@ P3
o e
Tl =[0.15mm |0
G &
Q> ©
%5 ®
A &/« E
AN
S5 N
D2
E2 7@67

Female contact of fixed connector.

Optional angle.

Preferred contact configuration.

D A WODN -

Optional contact configuration.

Minimum preferred contact configuration.

Burrs shall not project above top of the male contact in this area, since it may be a contact area.

Figure 2 — Contact interface dimensions with terminated free connector
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Tableau 1 — Dimensions pour la Figure 2

Maximum Minimum
Lettre

mm mm
A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
Cc2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11

F2 6,22

AN
H2 A o3y

J2 0,64 AN\ (DB

K2 6.15 AN SN/

v UIRAVRANE

N2 { O\ 028

P1 0,50 AU\ N 0,45
P3 0,50 ( N ) 0,36
z TN N

(N AN

Lettre

N

(
G2 N AN 1

On doi

veiller a ce que les co&ackxqeﬂ’emb e\Q/itgth))ut interférence avec le plastique de la fiche.
N

r
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Table 1 — Dimensions for Figure 2

Maximum Minimum
Letter

mm mm
A2 1,45 0,89
B2 0,61 0,51
Cc2 0,46 0,03
D2 2,79
E2 4,11

F2 6,22

AN
H2 A o3y

J2 0,64 AN\ (DB

K2 6.15 AN SN/

v UIRAVRANE

N2 { O\ 028

P1 0,50 AN\ N 045
P3 050 [ ) 0,36
R2 NN

(\\ C AN
Letter > \ ximum
G2 0°

Care spall be taken that the ja<{( cént\a[gs a%&k\erf\e\eu)ce ith the plastlc of the free connector.
N

-
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3.2.3 Embase

B1 | =0,05 X
I mm
———A A/—@

AD1
7x | =|0,05 C
o
O ~

e

——

Ef

088/05

Légendd

1 Zope de contg es ‘eontacts felnelles\doivent 2tre complétement a l'intérieur de leur zone de| contact
individuelle da g indiquée.

0,15 mm de dépoui

Dégagement a e S efinie par AM1 autorisé sur les quatre coins.
4 Seftion A —
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3.2.3 Fixed connector

B1 [=]0,05 mm|[[X]|

AD1

e &)

Key

1 Co
2 0,1
3 Re
4 Se

htact zone:

5 mm maxi

Figure 3a — View of contact zone

=1

088/05

ated.
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Repos du cem

Butée préfé ielte a’fiche_podr cable.

Con

Lep contacts™dgiventtaujoups étre maintenus a l'intérieur des fentes de guidage et doivent se déplace

libfement dans,lfeurs\fentes individuelles.

Il rf’'est pas-necessaireg
vefrouillage dans Ia

Exfension maximale vers I’'avant des contacts sous la surface AC1, pour éviter tout contact avec les

- AN1
AT1 @
C1
4 -B
IEC 089/05

que la surface soit coplanaire ou coincide avec la surface sous le dispositif de
mesure ou l'insertion, le verrouillage et le déverrouillage des fiches ne sont pas if

=

terdits.

blindages des fiches. S applique a I'état accouple.

Les projections au-dela des dimensions AL1 ne doivent pas empécher I'accés du doigt au dispositif de

verrouillage de la fiche.

Surface plate.

Figure 3b — Section A — A, vue de la zone de contact

Figure 3 — Détails de I'embase

Tous les coins internes dans la cavité du connecteur doivent avoir un rayon maximal de 0,38 mm, sauf
spécification contraire.
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AN1

as AT1 @

IEC 089/05

Key
1 Op

Prg

Co

Col be contained inside guide slots and shall move freely within their individual slotg.
4 Sufface need nt be rlanar or coincident with the surface below the locking device as long as insertiop,

latghing andruntaiching of free connectors is not inhibited.

5 Maximum-forward extension of contacts below surface AC1, to avoid contact with shields of free conngctors.
Applies/in the mated state.

Projections beyond AL1 dimension shall not prevent finger access to free connector locking device.

Flat surface.

NOTE All internal corners in the connector cavity shall be 0,38 mm radius maximum unless otherwise specified.

Figure 3b — Section A — A, view of contact zone

Figure 3 — Fixed connector details
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Tableau 2 — Dimensions pour la Figure 3

Lettre Maximum Minimum Nominales (réf)
mm mm mm

A1 1,47

B1 0,71

K1 5,84

S1 12,04 11,84 11,94

T1 4,19 3,94

W1 6,38 6,22

X1 6,86 6,68

Y1 2,40 /\\ Q\

Z1 2,08

AA 1,24 \ \

AB 0,38 \\ \

AC 6,96 6,76 \ \ > 6,86

AD 0,13 / \

AH \)/ 1,02
/(\ /\ \ TPV

AK 8,66 & 8, \ ~

AL1 \40

AM [~ _Sen >

AP NEASREEN

AS 008N\ W

AT1 I <\\ ~~— 0,76

SA \ K. > 5,31

SB \/ \ \ \ 2,16

SD /\& 4}?0\ \\ \/\

SE U \UsseN\ N\

SF (X N i

;; TP (ef Z?‘::e pmn)f\f\iiq\wyra position vraie. . ‘
_On do|t yeill Race agsltso\us les _contacts de bllndag(? de I'embase restent toujours en contact avec les contacts de
blindagg d fic \\a >cond ion du cas le plus défavorable pour assurer des performances fiables.
Lettre Maximum Minimum suggérg¢es
AJ1 15
AN1 3°30°



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

60603-7-2 © |IEC:2007

Table 2 — Dimensions for Figure 3

— 33 -

Letter Maximum Minimum Nominal (ref)
mm mm mm

A1 1,47

B1 0,71

K1 5,84

S1 12,04 11,84 11,94

T1 4,19 3,94

W1 6,38 6,22

X1 6,86 6,68

Y1 2,40 /\\ Q\

Z1 2,08

AA 1,24 \ \

AB 0,38 \\ \

AC 6,96 6,76 \ \ \ > 6,86

AD 0,13 /

AH \) 1,02
/(\ /\ \} TPV

AK 8,66 & 8155 \ ~

AL1 ,40

AM AN

AP 1,23\

AS 008N\ W

AT I <\ ~~— 0,76

SA \ > > 5,31

SB \/ \ \\ 2,16

SD /\& 4}?0\ \\ \/\

SE S\ sea N

SF (X N i

;; TP indicfﬁﬁt\;\:lp%i& x\g . .
Care 4hall bextaken t all scxeen contacts of the fixed connector always make contact with the screen cpntacts of
the free [comrectonN \\w stcase sondition to ensure reliable performance.
Letter Maximum Suggested minimum
AJ1 15
AN1 3°30°
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3.2.4 Fiche (contacts non représentés)

(2) az BF2

@A7:|2¢
!

=/ 0,15 mm BG2
S2
-C-
B2
BD2 || BH2 ;
ALp2 i —BJ2 BC2 2
\ AN
AA2 BN2 _
Ac2 N
—
AB2 E vol 1 AX2]
AZ2
0,15 mm
0,19 mm

&=}

IEC 090/05

Légendg Q

1 lyon total admis s

2
3
4

Figure 4 — Vue de la fiche
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3.2.4 Free connector (contacts not shown)

Key

A W N =

(2) az BF2

@A7:|2¢
!

=| 0,15 mm BG2
S2
-C-
B2
B
AD2 —BJ2 A
BC2 L2
i AN
AA2 BN2 ‘
1 zZ2 [ N \\/‘
-B- N
B
ABZ/ * 632%/ Av2! T AXZ]
AZ2
B f_ L\/> Alc |

Hlodsmm Q] B2

A2

of the contact slots.

J2 refers\to foremast extension of the screen at the bottom of the plug.

Figure 4 — Free connector view

@}

IEC 090/09
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Tableau 3 — Dimensions pour la Figure 4

60603-7-2 © CEI:2007

Maximum Minimum Nominales (réf)
Lettre
mm mm mm
A2 a) a) a 1,17
B2 a) a) a) 0,56
s2 11,79 11,58 11,68
T2 3,38 3,12
W2 6,17 6,02
X2 5,02 5,77 N
Y2 2,34 ~ o
22 2,06 AN \AN
AA2 1,24 D%
AB2 0,64 0,38 \e >
AC2 6,71 £/50 NN 6,60
AD2 0,64 e A\
AH2 [ N 1,02
AW2 0,51 NN
AX2 1,32 ¢ A WV
AY2 2,87 7
AZ2 064 N
BA2 N 12,32
BB2 NENER W 038
BC2 / 102 L/ 0,51
BD2 SN N\ D 0,51
BE2 N\ feg N\
NN
BG2 \\\ No,64 0,38
BHA\ X ) 0,13
NS AN
Bl\b\\\ 15,88 14,61
BN2Y N 8,00
a) Voir Tlbledu 1.
Lettre Maximum Nominales (réf)
BJ2 Rayon complet
BK2 3°30"
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Table 3 — Dimensions for Figure 4

Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter
mm mm mm
A2 a) a) a 1,17
B2 a) a) a) 0,56
s2 11,79 11,58 11,68
T2 3,38 3,12
W2 6,17 6,02
X2 5,02 5,77 N
Y2 2,34 o
22 2,06 AN \AN
AA2 1,24 D%
AB2 0,64 0,38 \e >
AC2 6,71 £/50 NN 6,60
AD2 0,64 e A\
AH2 [ N 1,02
AW2 0,51 NN
AX2 1,32 { S
AY2 2,87 7
AZ2 064 N
BA2 N 12,32
BB2 NENER W 038
BC2 / 102 L/ 0,51
BD2 SN N\ D 0,51
BE2 N\ feg N\
NN
BG2 \\\ No,64 0,38
BHA\ X ) 0,13
NS AN
Bl\b\\\ 15,88 14,61
BN2Y N 8,00
a) See ThbleA.
Letter Maximum Nominal (ref)
BJ2 Full radius

BK2

3°30'
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4 Terminaisons de cables et connexions internes — embases et fiches

4.1 Généralités

Un connecteur peut comprendre de multiples sorties entre la terminaison de cable et
I'interface de contact séparable. Elles peuvent comprendre des connexions insérées a force
de ressorts d’embase dans les cartes imprimées par exemple. Toutes les sorties doivent
satisfaire aux exigences de sorties appropriées.

Si on utilise un type de sortle sans soudure qU| n’est couvert par aucune speC|f|cat|on CEl, le
fournisseu
série

informations fondamentales concernant le type de conducteur
condugteur peut étre raccordé et le type de connexion utilisé (3
Les d¢tails particuliers concernant la taille du fil, le type_et
condugteur, la dimension et Ia forme du cordon ou de la~gaine

traités

détails gaines
extérielures, etc., ne nécessitent pas la définition

4.2 [Types de sorties

4.2.1 Sorties a souder

Les softies a souder ne sont

4.2.2

Les sorti -4,

4.2.3

Les sorti

4.2.4

Les softi

4.2.5

Les co

4.2.6 Sorties aressort

Les sorties a ressort doivent étre conformes a la CEl 60352-7.

4.2.7 Autres types

Dans le cas ou un type de sortie sans soudure est utilisé, que celui-ci n'est couvert par
aucune spécification CEIl et que le fournisseur ne peut pas démontrer un niveau similaire de
performance ou qu'il n'existe pas de norme applicable dans la série CEl 60352 qui puisse étre
utilisée comme référence, le fournisseur doit démontrer la conformité avec le programme
d'essais complet de 7.7 pour toutes les variantes possibles de sorties, par exemple chaque
type de construction de cable (types de construction de blindage, construction des fils
(rigides, souples)) avec lesquels le connecteur est destiné a étre utilisé.
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4 Cable terminations and internal connections — fixed and free connectors

4.1 General

A connector may include multiple terminations between the cable termination and the
separable contact interface. These may include press-in connections of jack springs into

PCBs,

for example. All terminations shall meet the relevant termination requirements.

If a type of solderless termination which is not covered by any IEC specification is used, the
supplier shall assure its reliability by performing similar tests, and demonstrating a similar

level o

performance, to those in the IEC 60352 series

Free g
assem
of con
conneq
gauge
jacket,
conneq

not redui

4.2 T
4.2.1

Solder

4.2.2

Press |n connections

onnectors are intended to be terminated to cable to provide”sonnecto and
blies. The connector type deS|gnat|on provides basic terminatio RS COoQCe ning. th

tion used (solder insulation displacement, etc.). Sp
size, type and thickness of conductor insulation, size

brmination types
Solder terminations

terminations are not covered by ries and are allowed.

Crimp ter,

terminations s

hall conform to IEC 60352-5.

cable
e type

fype of

g wire
cable
a free
btc. do

4.2.6

Spring

pring ctamp termimations

Clamp terminations shall conform to IEC 60352-7.

4.2.7 Other types

In the case, where a type of solderless termination is used which is not covered by any IEC
specification and the supplier cannot demonstrate similar level of performance or there is no
applicable IEC 60352 standard to be used as reference, the supplier shall show conformance
with the full test schedule in 7.7 for all possible variations of terminations, for example each
cable construction type (screen construction types, wire construction (solid, flexible)) the
connector is intended to be used for.
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5 Calibres

5.1 Embases

Les calibres doivent étre fabriqués selon les exigences suivantes:
Matériau: acier a outil, trempé.

V = Rugosité de surface, selon I'ISO 1302.

Ra = 0,25 um maximum.

Une tolérance d’'usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

Des espaces doivent étre prévus pour les contacts de signal et les contacts de blindage (ne
sont pas représentés sur les dessins)

@

IEC p91/05

Légende

1 Quatre endroits.
2 Six endroits.

3 Tout autour.

Figure 5 — Calibre "entre"
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5 Gauges

5.1 Fixed connectors

Gauges shall be made according to the following requirements:

Material: tool steel, hardened.

V = Surface roughness, according to ISO 1302.

Ra = 0,25 um maximum

A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

Clearance shall be provided for signal contacts and screen contacts (not shown on drawings).

@

IEC p91/05

Four places.

Six places.

All around.

Figure 5 — " Go~ gauge
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- X3

-
A
N

,@gf

IEC 092/05

N’entre pas"”

S R —

e
F w7 4_7 *@Ef

IEC 093/05

Légende

1 Quatre endroits.
2 Six endroits.

3 Tout autour.

Figure 6b) — Hauteur de calibre "N’entre pas"

Figure 6 — Calibres "N'entrent pas"
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e S

IEC 092/05

IEC 093/05

Key

1 Four places.
2 Six places.
3 All around.

Figure 6b) — “No-go” gauge height

Figure 6 — No-go gauges
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Tableau 4 — Dimensions pour les Figures 5 et 6

Lettre Maximum Minimum Nominales (réf)
mm mm mm

S3 11,796 11,786

S5 12,050 12,040

S7 11,68 11,58

X3 10,16

AB3 0,51 0,389 0,450

AC3 6,716 6,706

AcCs 6,45 6,35 N L \

Ac7 6,970 6,96 '\ N AN

HC1 0,89 0,64 \0\7ﬁ>

V3 6,12 6,109 < \ >

5 6,38 6,365\ Yald \

(V7 5,97 589 \ )

AK3 8,357 / 8:346

AK5 8,13 f\\ )8,/05/\

Ak 8,672 N D b)) D

9,

N\

oty

A/
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Table 4 — Dimensions for Figures 5 and 6

Letter Maximum Minimum Nominal (ref)
mm mm mm

S3 11,796 11,786

S5 12,050 12,040

S7 11,68 11,58

X3 10,16

AB3 0,51 0,389 0,450

AC3 6,716 6,706

AC5 6,45 6,35 N - \

Ac7 6,970 6,96 '\ N AN

HC1 0,89 0,64 \0\7ﬁ>

V3 6,12 6,109 < \ >

5 6,38 6,365 N\ ) \

(V7 5,97 5,89 )

AK3 8,357 8:346

AKS5 8,13 f\\ )g,/os,\

Ak 8,672 N D b)) >

o
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5.2 Fiches

Les calibres doivent étre fabriqués selon les exigences suivantes:
Matériau: acier a outil, trempé.
= Rugosité de surface, selon I'ISO 1302.
Ra = 0,25 um maximum.
Une tolérance d’'usure de 0,01 mm doit étre appliquée.

we A A Y%/

A AT2 - B

AD4 I
o N

i i
A;4 A;4
AB4
AB4
=lo1mm [cll

D

IEC 405/07

autour.

2 Calibre de largeur.

Calibre de hauteur.
Figure 7 — Calibres "N'entrent pas"

Tableau 5 — Dimensions pour la Figure 7

lettre Maximum Minimum
mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
W4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
AB4 0,38 0,0
AC4 6,91 6,81
AC6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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5.2 Free connectors

—47 —

Gauges shall be made according to the following requirements:
Material: tool steel, hardened.

V = Surface roughness, according to ISO 1302.

Ra =0,25 um m

A 0,01 mm wear tolerance shall be applied.

aximum.

A

—— ——
A
AX2 "1 L / > AX2

AT2

AB4

=10,1mm [C]

@%

2

idth gauge.

Height Gauge.

Figure 7 — “No-go” gauges

Table 5 — Dimensions for Figure 7

RANe
7.0 \
2
AD4 —— AD4
\\
‘ AC4 C6 Aﬁ4
i/ B '
7N
s [@@T“
. — =|0,1 mm
% ol SO

D

IEC 405/07

Letter

Maximum

Minimum

mm mm
S4 11,593 11,582
S6 11,989 11,887
W4 6,02 6,010
W6 6,40 6,30
AB4 0,38 0,0
AC4 6,91 6,81
AC6 6,512 6,502
AD4 0,127 0,0
AK4 9,42 9,32
AT2 15,29 15,19
AX2 0,635 0,38
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A AD6
— A i—
axz (1) /@
> A A \
“ Ana AKS AC8
-] ! v . v ]
— 4 F Y- ass
AA4 Z4 AJ2
AC6
AY2 X4 N
—%YA‘ —~————
« A2
A =
Section A-A
,@{ﬂf
IEC 0p5/05
Légende
1
abheap 6 —
N
Lettre Minimum
<> mm mm
A4 N N\¢ N 1448 1,438
S8 < \ N } 11,847 11,836
VO \ \ 4,115 4,013
%\6 \ \ 6,198 6,187
& \»4\ \ \ 6,604 6,594
DT 2,39 2,34
Z4 ) 2,39 2,29
AA4 1,255 1,245
AB6 0,38 0,0
AC8 6,767 6,756
AD6 0,13 0,0
AK8 8,357 8,346
AW?2 9,42 9,32
AX2 0,64 0,38
AY2 0,305 0,295
AZ2 11,91 11,81
Lettre Maximum Minimum
AJ2 16° 14°
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ADG6

4

“ Ana AKS AC8
-] ! . v ]
v VAR / N AB6
' 1
AA4 Z4 AJ2
“ AC6
AY2 A
Y4 4 \
- =loosmm[G T
— P =] 0,05mm || < >
A - |
Section A-A
,@{ﬂf
IEC 0p5/05
Key
1
AN
Letter Minimum
mm
A4 \/ \ \ 1,448 1,438
S8 /\\ \ \/\ 11,847 11,836
T4 & \ N 4,115 4,013
m \ 6,198 6,187
>>"( \\\ \ 6,604 6,594
\%\\ > 2,39 2,34
N
\Zt\ 2,39 2,29
A4 ~ 1,255 1,245
AB6 0,38 0,0
AC8 6,767 6,756
AD6 0,13 0,0
AK8 8,357 8,346
AW?2 9,42 9,32
AX2 0,64 0,38
AY2 0,305 0,295
AZ2 11,91 11,81
Letter Maximum Minimum

AJ2 16° 14°
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6 Caractéristiques

6.1 Généralités

La conformité avec les programmes d’essais est destinée a assurer la fiabilité de tous les
paramétres de performance, y compris ceux de transmission sur la gamme des conditions
climatiques de fonctionnement. Le fait que la résistance de contact soit stable et conforme
constitue une bonne indication de la stabilité des performances de transmission.

6.2 Affectation de groupement des broches et des paires

Pour Ig
sauf s
étre te

6.3 C

Il conv

de l'e$

indiqug
selon

bécification contraire, les affectations de groupement de broches
les que représenté a la Figure 9.

préférg

s spécifications pour lesquelles les groupements de broches et dep

A AR

12._," u<i(\\

IEC 096/05

pement de broches et de paires d’embases

les ‘regles genérales données dans la CEI 60068-1. La plage de tempé
ntielle et la sévérité de I'’essai continu de chaleur humide données dans le Tal

ires s’appl(Lquent,

oivent

durée
ntielles

a2 CEl 61076-1. Les connecteurs sont classés en catégories climatiques

atures
leau 7

ont été choisies pour étre conformes a la série CEl 61156.

Tableau 7 — Catégories climatiques — valeurs choisies

Catégorie Température Température Chaleur humide, essai continu
climatique inférieure supérieure
Jours
°C °C

40/070/21 —40 70 21
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6 Characteristics

6.1 G

eneral

Compliance to the test schedules is intended to ensure the reliability of all performance
parameters, including transmission parameters, over the range of operating climatic
conditions. Stable and compliant contact resistance is a good indication of the stability of
transmission performance.

6.2 Pin and pair grouping assignment.

For th
specifi

pse specifications for which pin and pair groupings are releva
bd, the pin and pair grouping assighments shall be as shown in Fj

N

(@aN
\> IEC 096/05
3 ed\conngctor pin and pair grouping assignment
nt view of connector)

erwise

6.3 C ic category
The lowest and-hi Nemperatures and the duration of the damp heat, steady stdte test
should| be sele ym the preferred values stated in 2.3 of IEC 61076-1. The connpectors
are clpssified into~Climatic categories in accordance with the general rules giyen in
IEC 60068-1. The preferred temperature range and severity of the damp heat steady state
test givermrimTabte 7as beensetectedtocompty withthetHEC 6+156—sertes:
Table 7 — Climatic categories — selected values
Climatic category Lower temperature Upper temperature Damp heat steady state

°C °C Days

40/070/21 —40 70 21
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6.4  Caractéristiques électriques
6.4.1 Lignes de fuite et distances d’isolement

Les tensions de fonctionnement admissibles dépendent de I'application et des exigences de
sécurité applicables ou spécifiées.

La coordination de I'isolement n’est pas exigée pour ce connecteur; c’est pourquoi les lignes
de fuite et les distances d’isolement de la CElI 60664-1 sont réduites et couvertes par les
exigences des performances d’ensemble.

Par conrséqd tghes—de i i isetemer 2 ne des

Dansella pratique, des réductions des lignes de fuite ou des dist
intervenir en raison de I'impression conductrice de la carte imprim
elles dpivent étre diment prises en compte.

Tableau 8 — Lignes de fuite et distan€es ojlament
Distgnce minimale entre les contacts et le blindage / D(L%tanc i F ale>1tre contacts adjacents
Ligihe de fuite Distance d'isolegment Ng'n) de@te > Distance d'isolement
mm mm & m )\/ mm
1,40 0,51 &36 0,36

6.4.2 Tension de te
Condit|ons:

CEl 60512,

1 000 V courant continu ou courant alternatif en valeur de
créte, entre contacts

1 500 V courant continu ou courant alternatif en valeur de
créte, entre contacts et blindage et panneau d’essai

6.4.3 Courant limite admissible
Conditions: CEI 60512, Essai 5b

Tous les contacts, connectés en série

Le courant limite admissible permanent de chaque contact de signal, lorsqu'il est connecté en
série conformément aux exigences de 2.5 de la CEl 61076-1 doit étre conforme a la courbe
du taux de réduction donnée a la Figure 10.
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6.4 Electrical characteristics

6.4.1 Creepage and clearance distances

The permissible operating voltages depend on the application and on the applicable or

specified safety requirements.

Insulation co-ordination is not required for this connector; therefore, the creepage and
clearance distances in IEC 60664-1 are reduced and covered by overall performance

requirements.

Th f P kb £ B-a-Er Sa-a lagrana dictan Qi
ere PTC, TS oo T puayge—arna orcaranot—urstantotts— o

mated [connectors.

In pragtice, reductions in creepage or clearance distances may o
pattern] of the printed board or the wiring used, and shall duly be ta

Table 8 — Creepage and cIearance(dis\ nces

aeterigtics of

juctive

Miniium distance between contacts and screen Miymmq\d\si\an}&be\wwjacent conffacts
Creepage Clearance epa Clearancp
mm mm K\erpf\ mm
1,40 051 N Adse) 0,36

"

6.4.2 Moltage proof

Condit|ons:

IEC 60512, Tes|
Standard OSR
Mated conneg
All variantg: : a.c. peak, contact-to-contact

6.4.3
€60512, Test 5b
All contacts, connected in series

The pgrmanent current carrying capacity of each signal contact when connected in sgries in

accordance with the requirements of 2.5 of IEC 61076-1 shall comply with the de-rating curve

given in Figure 10.



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

- 54 - 60603-7-2 © CEI:2007

2,5

2,0

1,5

1,0

L’augmsg

de 60° ¢.

6.4.4

Condit

6.4.5

Condit

Copurant limite admissible A

0,9

Résistance de contact initiale
ons:

CEIl 60512, Essai 2a
Montage selon 7.

Points de

Contacts de signal: 200 mQ maximum

gxion: terminaison de cable sur terminaison de cable

gmpérature 3

6.4.6 Déséquilibre de résistance entrée/sortie en courant continu

Conditions:

CEI 60512, Essai 2a
Connecteurs accouplés
Points de connexion: terminaison de cable sur terminaison de cable

mbiante

Parmi tous les conducteurs de signaux, différence maximale entre maximum et

minimum

50 mQ maximum
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2,5

2,0

1,5

1,0
N
N\
0,5 N\

N\

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ambient temperature of connector <

Currrent-carrying capacity A

The majimum temperature rise is when 30° C applying 0,75 A at ambie

6.4.4 |nitial contact resistance betweg
Condit|ons:

IEC 60512, Test 2a
Arrange according i¢
Mated connectors

6.4.5

Condit

vcable termination to cable termination

Signalcontacgts” 200 mQ maximum

6.4.6 |nput to output d.c. resistance unbalance

Conditions:

IEC 60512, Test 2a

Mated connectors

Connection points: cable termination to cable termination

Among all signal conductors, maximum difference between maximum and minimum

50 mQ maximum
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6.4.7

Condit

6.4.8

Non apgplicable

6.5
6.5.1

Le niv

est déterminé conformément aux méthodes d’ess

d’essa

démon

d’essa

décrite
étre d4

Toutes
référence spécifiés a I'

6.5.2

Condit

6.5.3

Condit

6.5.4

- 56 - 60603-7-2 © CEI:2007

Résistance d’'isolement initiale
ions:
CEI 60512, Essai 3a
Méthode A
Connecteurs accouplés
Tension d’essai: 100 V en courant continu

Chaque contact par rapport a tous les autres: 500 MQ minimum

Impédance de transfert

Caractéristiques de transmission
Généralités

bau de performance de catégorie 5, concerna

les exigences d

Perte d'in@

ons:

Affaiblissement de réflexion

ission,
jroupe
it étre
‘fiches
bn doit
hes ou

ns de

enir a

ions:

Annexe F, Affaiblissement de réflexion
Connecteurs accouplés

Tous les types: = 60 — 20log (f) dB de (1 a 100) MHz, ou f est la fréquence en MHz
Dés que la formule donne une valeur supérieure a 30 dB, l'exigence doit revenir a

30 dB.

Temps de propagation

Tous les types: < 2,5 ns

La réalisation de I'essai de temps de propagation n’est pas nécessaire, dans la

mesure ou l'on estime que les connecteurs sont conformes par conception
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6.4.7

Condit

6.4.8

65 T

6.5.1

Categqry 5 performance level, respective to trans

Initial insulation resistance
ions:

IEC 60512, Test 3a
Method A

Mated connectors

Test voltage: 100 V d.c.

Each contact to all others: 500 MQ minimum

Transfer impedance
Not applicable

ansmission characteristics

General

rmined

according to specific test methods described in nission
performance interoperability shall be demonstrated( by te ith the
full rarjge of free connectors or “test plugs” described ir x G _Transmission perfofmance
backward compatibility shall be demoms i he full
range |of free connectors or deschbed Ckward
compatibility of free connectors shall b Mmits in
Annex|C.

All trapsmission perform
Clausg D.8.

6.5.2

Condit

6.5.3

Condit

6.5.4

nsertion

ons:

Return loss

fied in

revert

ions:

Annex F, Return loss
Mated connectors
All types: =2 60 — 20log (f) dB from (1 to 100) MHz where f is the frequency in MH

Z.

Whenever the formula results in a value greater than 30 dB, the requirement shall

revert to 30 dB.

Propagation delay
All types: 2,5 ns

Propagation delay test does not need to be performed, since it is assumed that

connectors comply by design
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Biais temporel
Tous les types: £ 1,25 ns

La réalisation de I'’essai de biais temporel n’est pas nécessaire, dans la mesure
estime que les connecteurs sont conformes par conception

6.5.6 Affaiblissement paradiaphonique (NEXT)

Conditions:

Annexe G, Affaiblissement paradiaphonique, paire a paire

ou I'on

6.5.7

Condit

NOTE (
pas néc

6.5.8

Condit

6.5.9

Condit

Conmnecteurs accouptes
Tous les types: = 83 — 20log (f) dB de (1 a 100) MHz, ou f est la

Dés que la formule donne une valeur supérieure a 80 dB,
80 dB.

Affaiblissement paradiaphonique cumulé (pour infg

ons:

ons:

Annexe H,
Connecte
Tous les type

Dés que
75 dB

ons:

Connecteursatcouplés, entre chaque paire et toutes les autres paires combinée

Hz.

enir a

il n'est

MHz

enir a

Tous les types: = 72,1 — 20log (f) dB de (1 a 100) MHz, ou f est la fréquence en

MHz

NOTE Cette caractéristique est obtenue par conformité avec I'affaiblissement télédiaphonique (6.5.8) et il n'est
pas nécessaire de procéder a son essai.

6.5.10

Perte de conversion transverse

Non applicable

6.5.11

Perte de transfert de conversion transverse

Non applicable

6.5.12

Affaiblissement de couplage

Non applicable
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Delay skew
All types: < 1,25 ns

Delay skew test does not need to be performed, since it is assumed that connectors

comply by design

6.5.6 NEXT loss

Conditions:

6.5.7

Condit

NOTE

6.5.8

Condit

6.5.9

Condit

Annex G, NEXT loss, pair to pair

NWated—conmectors
All types: = 83 — 20log (f) dB from (1 to 100) MHz where f is the f

Whenever the formula results in a value greater than 80
revert to 80 dB.

Power sum NEXT loss (for information only)
ons:

Mated connectors, between each pair and all(othgrpairs\co
All types: = 80 — 20log (f) dB fro

This characteristic is achieved by compha 5. there is no necessity to test

FEXT Loss
ons:

Annex H, FEXT
Mated co@to
All types: 2

Whenever the

ons:

Mated-¢onnectars, between each pair and all other pairs combined
Alltypes: =2 72,1 — 20log (f) dB from (1 to 100) MHz where f is the frequency in M

t shall

N

it.

Hz
t shall

Hz

NOTE This characteristic is achieved by compliance to FEXT loss (6.5.8) and there is no necessity to test it.

6.5.10

Transverse conversion loss

Not applicable

6.5.11

Transverse conversion transfer loss

Not applicable

6.5.12

Coupling attenuation

Not applicable
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6.6 Caractéristiques mécaniques

6.6.1 Fonctionnement mécanique
Conditions:
CEI 60512, Essai 9a
Vitesse: 10 mm/s maximum
Repos: 1 s minimum (accouplé et désaccouplé)
PL 1: 750 manceuvres
PE2—2-500-maneetvres
Note: Pl 1 et PL 2 sont définis dans I'Article 2.
6.6.2 Efficacité des dispositifs d’accouplement des connect
Conditions: CEI 60512, Essai 15f
Tous les types: 50 Npour60s+5s
6.6.3 Forces d’insertion et d’extraction
Condit|ons:
CEI 60512, Essai 13b
Vitesse: 10 mm/s maximum
Tous les types, insertion et extrctic@ m
7 Egsais et program
7.1 Sénéralitf§
Voir I'Article 5 de 4 @
La CH essais (conformément a la présente partie|de la
CEI 60 Récimens pour chaque séquence d’essais.
Il est 4 e des variantes individuelles a des essais de type pour obtenir leur
agrém
Il est |permis’ de [inliter le nombre des variantes soumises aux essais a une sédlection
représentative de I'’ensemble de la gamme pour laquelle 'agrément est nécessaire (et qui
peut étre ptusTeduite que tagamme touverte par ta specificationm particutiere);, mais thaque
particularité et chaque caractéristique doit étre établie.

Les connecteurs doivent avoir été traités soigneusement et de maniére professionnelle,
conformément aux pratiques correctes en vigueur.

Sauf spécification contraire, les connecteurs doivent étre essayés accouplés.

Pour les

mesures de résistance de contact, on doit prendre des précautions particulieres pour
conserver la méme association de connecteurs pendant toute la séquence d'essais, c'est-a-
dire que lorsque le désaccouplement est nécessaire pour certains essais, on doit reprendre

les mé

mes connecteurs et les accoupler pour la suite des essais.
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6.6 Mechanical
6.6.1 Mechanical operation
Conditions:

IEC 60512, Test 9a

Speed: 10 mm/s maximum

Rest: 1 s minimum (when mated and when unmated)
PL 1: 750 operations

RlL_2- 929 CNON Berat-an
Oz Z UU opoTatuTrts

NOTE PL 1 and PL 2 are defined in Clause 2.

6.6.2 Effectiveness of connector coupling devices
Conditions: IEC 60512, Test 15f
All types: 50 Nfor60s +5 s

6.6.3 |nsertion and withdrawal forces
Condit|ons:

IEC 60512, Test 13b
Speed: 10 mm/s maximum
All types, insertion and withdrawy na

7 Tdsts and test sch e

7.1 Ggneral

See Clause 5 of@ﬁ?

IEC 61)076-1 statg ¢ ; nd the
numbelr of specime '

Individua)varia : o ts.

It is pgrmissikleyto Nmi of the
whole fange<forv by the

detail gpecification),dut each feature and characteristic shall be proved.

The connectors shall have been processed in a careful and workmanlike manner, in
accordance with good current practice.

Unless otherwise specified, mated sets of connectors shall be tested. For contact resistance
measurements, care shall be taken to keep a particular combination of connectors together
during the complete test sequence, that is, when unmating is necessary for a certain test, the
same connectors shall be mated for subsequent tests.
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7.2 Disposition pour I'essai de la résistance de contact

(4) ®

_ ©

@j%

S

N
, @@

IEC 239/

N

-

Point B.
Point A.

po essai de vibrations CP1, voir 7.3).

o N O g >~ 0N

B de la

C de la

c) Mesurer la résistance totale des connecteurs accouplés entre les points A et C selon les
exigences et procédures de la CEI 60512, Essai 2a. Cette résistance est notée Ry

d) Calculer la résistance de contact en soustrayant la somme des résistances électriques de
la matiére de I'embase et de la fiche, de la résistance totale des connecteurs accouplés.

Résistance de contact = Ry — (Rag| * Rgcy)

ou | indique la valeur initiale.
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7.2 Arrangement for contact resistance test:

Key

-

(4)

X

L - -

IEC 239/

VS

xed connector.
oint B.
oint A.

Fee connector.
s short as p
oint C.

ontact resista

Calculationar by measurement. This resistance is noted Ryg

ermine the bulk resistance of the free connector between points B and C of Fig

calculation-orby measurement—Thisresistance-is-noted Ry

ure 11

ure 11

Measure the total mated connector resistance between points A and C, following the

req

uirements and procedures of IEC 60512, Test 2a. This resistance is noted Ry

Calculate the contact resistance by subtracting the sum of the bulk resistance of the fixed
and free connectors from the total mated connector resistance.

Contact resistance = Ryc — (Rag) + Rgey)

where | indicates initial value.
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7.3 Disposition pour I'essai de vibrations (phase d’essai CP1)

W >203,2

>203,2

IEC 240/07

Légendd

1 Caractéristique de i
3 Point A. Fixer s

4 Point C. FEixer §

5 Fiche.

6

7

8

7.4 Proc

Les mégthodes d’essai spécifiées et indiquées dans les normes applicables sont des méthodes
préférgntielles mais ne sont pas nécessairement les seules utilisables. Cependant, en[cas de

doute o mAthadao anAcifiAn Aot Atern itilia AN A~ N Ath A~ AA v AfArAn A
, T IO T T opP T oM OOttt oUtmTo T o Iie et Tot T OCT CTCTCTIOCT

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent étre exécutés dans les conditions
atmosphériques normales pour les essais spécifiées dans la CEIl 60068-1.

Lorsque des procédures d’agrément sont concernées et que des méthodes alternatives sont
utilisées, il est de la responsabilité du fabricant de démontrer a I'autorité d’agrément que
toute méthode alternative qu’il peut utiliser donne des résultats équivalents a ceux obtenus
par les méthodes spécifiées.

7.5 Préconditionnement

Avant de réaliser les essais, les connecteurs doivent étre préconditionnés pendant 24 h dans
les conditions atmosphériques normales pour les essais telles qu’elles sont spécifiées dans la
CEI 60068-1, sauf stipulation contraire dans la spécification particuliere.
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7.3 Arrangement for vibration test (test phase CP1)

>203,2

IEC 240/07

Key

-

xed connector vibration feature.

oint A. Secure to the no

xed connector\igid
ounting pIa@

ontact resistangé

o N o g b W

F
=
P
Free connector.
F
M
G

7.4 Testprogedure§ and measuring methods

The tept m 3 ified’ and given in the relevant standards are the preferred methads but
not nefessarily the only ones that can be used. In case of dispute, however, the specified
method shall\be usedas the reference method.

rd—atmespheric

Unless—etherwise—speeified—al

[l aha
conditions for testing as specified in IEC 60068-1.

Where approval procedures are involved and alternative methods are employed, it is the
responsibility of the manufacturer to satisfy the authority granting approval that any
alternative methods which he may use gives results equivalent to those obtained by the
methods specified.

7.5 Preconditioning

Before the tests are made, the connectors shall be preconditioned under standard
atmospheric conditions for testing as specified in IEC 60068-1 for a period of 24 h unless
otherwise specified by the detail specification.
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7.6 Cablage et montage des spécimens
7.6.1 Céblage

Le céblage de ces connecteurs doit tenir compte du diamétre du fil des cables défini dans la
CEI 61156-2, CEI 61156-3, CEl 61156-4 et CEIl 61156-5, selon ce qui est applicable. Lorsque
le cablage des éprouvettes est exigé, la présente spécification contient des informations
appropriées pour satisfaire aux méthodes d’essai choisies.

7.6.2 Montage

Sauf spécification contraire, lorsque le montage est nécessaire _dans un_essai, les
connegteurs doivent étre montés de maniére rigide sur une plaque métaltigue ou flur des
accesqoires spécifiques, selon ce qui est applicable, en utilisant les mg nexion
spécifiges, les dispositifs de fixation et les découpes de panneaux ptévus(dans gsente
spécification.

7.7 Programmes d’essais

o

Les parametres d’essai requis ne doivent pas étre inférieutfs

7.7.1 Programme d’essais de base (minimal)

Non applicable.

7.7.2 Programme d’essais complet

7.7.2.1 Généralités
Les espais suivants spéci 3 ri%s quipdoivent étre vérifiées et les exigences a
satisfajre.

Pour dine séqu . Cela
représente 5 gro
Les gr

Un gro

Sauf g ire, les essais de résistance de contact s'appliquent uniquement a
I'interface en embase (voir 7.2).

7.7.2.2 Groupe d’'essais P — essais préliminaires

Tous les spécimens doivent étre soumis aux essais suivants. Tous les spécimens du groupe
d’essais doivent étre soumis aux essais préliminaires du groupe P dans l'ordre suivant.

Les spécimens doivent ensuite étre divisés en un nombre approprié de groupes. Tous les
connecteurs de chaque groupe doivent subir les essais suivants dans l'ordre indiqué, avec la
modification nécessaire de I'ordre des essais ou I'ajout de nouveaux essais pour vérifier les
caractéristiqgues complémentaires des connecteurs.
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7.6  Wiring and mounting of specimens

7.6.1 Wiring

Wiring of these connectors shall take into account wire diameter of the cables defined in
IEC 61156-2, IEC 61156-3, IEC 61156-4, and IEC 61156-5 as applicable. Where wiring of test
specimens is required, this specification contains information suitable to comply with the
selected methods of test.

7.6.2

Mounting

When mounting is required in a test, unless otherwise specified, the connectors shall be

rigidly
the sp
specifi

7.7 T

The te

7.7.1

Not ap

7.7.2
7.7.2.1

The fo

fulfilled.

For a ¢
of 10,

The gr
One gr

Where
and jaq

7.7.2.2

mounted on a metal plate or to specified accessories, whichever /S applicable
ecified connection methods, fixing devices and panel cut-outs

cation.

pst schedules

5t parameters required shall not be less than those li

Basic (minimum) test schedule

plicable.

Full test schedule
General

llowing tests specify

All spe

using
in this

to be

groups

n plug

ciméns shall be subjected to the following tests. All the test group specimens s

hall be

subjected to the preliminary group P tests in the following sequence.

The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the sequence given, required
alteration of the sequence of tests or adding of new tests to verify additional connector

charac

teristics.
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Tableau 9 — Groupe d’essais P

Phase Essai Mesure a effectuer
d’essai - - - -
Titre CEI 60512 Sévérité ou Titre CEI 60512 Exigences
. condition d’essai .
Essai n° Essai n°
P 1 Examen Examen Il ne doit y avoir aucun

défaut susceptible de
nuire au fonctionnement
normal

général visuel

Les dimensions doivent

isfaire a gelles de la
spécification‘\pprticuliére

Examen des
dimensions et
de la masse

e 72N(

P2 Polarisation
Non
applicable.
P3 Résistance de Points de mesure \?ésistance de|contact =
contact comme a la Figure 0 mQ maximym
11
P4

ésistance 3a 500 MQ minimum
d> olefment

P 5 tact/contact Tension de 4a 1 000 V en coyrant
éth A tenue continu ou en g¢ourant
Connécteurs alternatif, en vpleur de
accouplés créte

>
LS
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Table 9 — Test group P

Test Test Measurement to be performed
phase ; ) ) )
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
P 1 General Visual 1a There shall be no defects
examination examination that would impair normal
operation
Examination 1b The dimensions shall
of dimensions comply with those
and mass specified in the detail
FepacTTeation
P2 Polarization
Not
applicable. (\
P 3 Contact Measurement points | Millivolt level ontact resistdnce =
resistance as in Figure 11 method 20 mQ ximym
All signal
contacts/specimens
P4 Test voltage Iisulation a 500 MQ minimum
100V + 15V d.c. esigtance
Method A
Mateg/ébq\nectg/s(\> (\ \>
P5 oltaW 4a 1000 V d.c. of a.c. peak

Contact/{contact
Method
Mated connector

9,

g
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7.7.2.3 Groupe d’essais AP

Tableau 10 — Groupe d’essais AP

Phase Essai Mesure a effectuer
d’essai - - - -
Titre CEl Sévérité ou Titre CEI 60512 Exigences
60512 condition d’essai .
Essai n®
Essai n°
AP 1 Forces d’insertion | 13b Dispositif de Force d’insertion
et d’extraction verrouillage 30 N maximum

connecteur enfoncé , .
Force d’extraction

/Sﬁ\kkmaximum

AP 2 Efficacité des 15f Vitesse d’application 50 N perdant
dispositifs de charge 44,5 N/s

d’accouplement maximum 60s-nds
des connecteurs
température ' QX \>
accouplés
25 cycles 1 = 30 min /_\
Temps de reprise 2 h (7

AP 3 Variations 11d -40°Ca70°C
rapides de
Connecteurs
3a

AP 4 Tension d’essai \Qféi ta 500 MQ minimym
100 Y+ ™5 V <’d'is (efn

courant contin

Méthode A
Connglcteurs
accouplés
AP 5 ésistance |2a 20 mQ de varidtion
e contact maximum par rapport a

la valeur initial¢

AP 6 \ Mntact: Tension de |4a 1 000 V en coufant
| tenue continu ou en dourant
Méthode A

alternatif, en valeur de

Connecteurs créte
accouplés

AP 7 Connecteurs Examen 1a Il ne doit y avoir aucun
désaccouplés visuel défaut susceptiple de

nuire au fonctignnement

normal
AP 8 Chaleur hum% Voir la 21 cycles basse
cy€lique CEl température
66668=2=—T25 Ctaute
38 température
65 °C sous-cycle
froid =10 °C

humidité 93 %
Moitié des
échantillons
accouplés, moitié
désaccouplés
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7.7.2.3 Test group AP
Table 10 — Test group AP
Test Test Measurement to be performed
phase , , ; )
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.

AP 1 Insertion and 13b Connector locking Insertion force
withdrawal device depressed 30 N maximum.
forces

thdrawal 1qrce
(?O&hkmaximun.

AP 2 Hffectiveness of | 15f Rate of load application N\ Nfo
donnector 44,5 N/s maximum.
doupling device $N9s

AP 3 Rapid change of | 11d —-40 °C to 70 °C
temperature

Mated connectors
25 cycles 1 = 30 min \
Recovery time 2 h
AP 4 Test voltage vlvgéul tion 3a 500 MQ minimpum.
100V + 15V d.c. sista
Methog/A
Mated coqnec )\
AP 5 Measurerment poin ntact 2a 20 mQ maxinjum change
in F|gur 11 resistance from initial
(\ ontac specim

AP 6 % Voltage 4a 1000 V d.c. ¢r a.c. peak

proof

AP 7 Wnnectors Visual 1a There shall be no

examination defects that would impair
normal operation

AP 8 Gyclic damp 1 cycles low
Heat emperature 25 °C high

N

temperature 65 °C cold
subcycle -10 °C
humidity 93 %

Half of the samples in
mated state

Half of the samples in
unmated state
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Tableau 10 (suite)

Phase Essai Mesure a effectuer
d’essai - - - -
Titre CEl Sévérité ou Titre CEI 60512 Exigences
60512 condition d'essai )
Essai n°
Essai n®

AP 9 Points de mesure Résistance |2a 20 mQ de variation
comme a la Figure de contact maximum par rapport a
11 la valeur initiale pour les

contacts de signal.
Tous les contacts de '9

signal/tous les Résistance entrée/sortie
SPETIMETS M maximum pour
/I;e‘;%d\age
AP 10 Forces d’insertion | 13b Dispositif de N A i
et d’extraction verrouillage
connecteur enfoncé \EB\
AP 11 |Efficacité des 15¢ Vitesse d'application \'50 Npetir 60 s|+ 55
dispositifs de charge 44,5 N/s
d’accouplement (10 Ibf/s) maximum
des connecteurs

AP 12 Connecteurs Examen 1a\/ Il ne doit y ayjoir aucun
désaccouplés visye défaut susceptible de
<\ \ 0 nuire au fonctjonnement

normal
AP 13 |Brasabilité COmme\gplh\b%\

brasage

AP 14 Résistance a la Comnje applicabl
chaleur de m
7

AP 152 /fension de [ 4a 1 000 V er] courant
tenue continu ou el courant
alternatif, en paleur de

créte

a) Ne pais réaliser AP 1/5\€Ie§e\ss } déué‘s{ ijté et de résistance a la chaleur de brasage n’ont pas été féalisés.
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Table 10 (continued)

Test Test Measurement to be performed
phase , , , )
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
AP 9 Measurement points as | Contact 2a 20 mQ maximum change
in Figure 11 resistance from initial for signal
. contacts.
All signal
contacts/specimens Input to output
resistance 100 mQ
maximum for screen
AP 10 Ihsertion and 13b Connector locking 2
ithdrawal device depressed m
fprces
rce
N\ "
AP 11 Hffectiveness of | 15f Rate of load application +5s
gonnector 44,5 N/s (10 Ibf/s)
goupling device maximum N
AP 12 Unmated connectors Visual a here shall bg not
m defects that would impair
~ normal operafion
AP 13 | Jolderability As applicable A\ )/ A
AP 14 Resistance to As applicable U }
soldering heat )\
AP 157 Contact/cohtact: oltage 4a 1000V d.c. ¢r a.c. peak
roof
Method (A P
Mﬁ»ted\c nectQrs
a) . Ne . ~ f
Do not perform step AP 15 |f'\sol rabM and re ce to soldering heat were not performed.
~—_"
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7.7.2.4 Groupe d’'essais BP
Tableau 11 — Groupe d’essais BP
Phase Essai Mesure a effectuer
d’essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
. condition d’essai .
Essai n°® Essai n°
BP 1 Fonction- 2 N manceuvres — Voir Annexe B
nement voir fonctionnement
mécanique du mécanique
dispositif de
VUIIUU;“GQG
BP 2 Fonction- 9a N/2 manceuvres —
nement voir fonctionnement
mécanique mécanique.
Vitesse 10 mm/s.
Repos 1 s (accouplés
et désaccouplés).
Dispositif de
verrouillage inopérant R
BP 3 Corrosion 119 4 jours \
dans un flux Moitié des échantillons
de mélange accouplés
de gaz Moitié désaccouplé ﬁ
A
BP 4 Points™\de m Resistance )| 2a 20 mQ de variption
€ co maximum par fapport a la
valeur initiale pour les
contacts de signal
BP 5 Fonction- 9a
nement
mécanique
(\ verrogillage inopérant
BP 6 Points de mesure Résistance |2a 20 mQ de variption
comme a la Figure 11 | de contact maximum par fapport a la
T | tacts d valeur initiale pour les
ous les contacts de contacts de signal
signal/tous les
spécimens
BP 7 100V + 15V en Résistance | 3a 500 MQ minimum.
courant continu d'isolement
Méthode A
Connectet+s
accouplés
BP 8 Contact/contact: Tension de | 4a 1 000 V en courant continu
Méthode A tenue ou en courant alternatif,
Connecteurs en valeur de créte
accouplés
BP 9 Examen 1a Il ne doit y avoir aucun
visuel défaut susceptible de

nuire au fonctionnement
normal
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7.7.2.4 Test group BP
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Table 11 — Test group BP

Test Test Measurement to be performed
hase
P Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
BP 1 Locking 2 N operations — see See Annex B
device mechanical
mechanical operations
operations
BP 2 Mechanical 9a N/2 operations — see
operations mechanical
operations.
Speed 10 mm/s.
Rest 1 s (when
mated and when
unmated). Locking
device inoperative
BP 3 Flowing 119 4 days
mixed gas Half of the samples
corrosion in mated state
Half of the samples
in unmated state O
N\ A
BP 4 \2> 20 mQ maximym change
from initial for pignal
contacts
BP 5 Mechanical 9a
operations s
BP 6 M a\sg‘?ent points | Contact 2a 20 mQ maximym change
asi ure 11 resistance from initial for pignal
. contacts
Il nal
/\ contacts/specimens
BP 7 AN 100V +15Vdc. |Insulation  |3a 500 MQ minimbim.
< Method A resistance
Mated connectors
BP 8 Contact/contact: Voltage proof [4a 1000 V d.c. off a.c. peak
Method A
Mated connectors
BP 9 Visual 1a There shall be|no defects

examination

that would imp
operation

air normal
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7.7.2.5 Groupe d’'essais CP
Tableau 12 — Groupe d’essais CP
Phase Essai Mesure a effectuer
d’essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
. condition d’essai .
Essai n® Essai n®
CP 1 Vibrations 6d f=(10a 500) Hz, Perturbation 2e 10 us maximum
) de contact
Amplitude =
0,35 mm
Accélération =
50 m/s?
10 balayages/axe
Points de mesure
comme a la
Figure 12
N
CP 2 Points de mesure Résistagce a cune perturbation de
comme a la de conta fiche et d'embgse entre
Figure 11 essai de vibrgtions et la
mesure
Tous les contacts de
signal/tous les 20 mQ de varigation
spécimens > maximum par fapport a la
valeur initiale pour les
contacts de signal
CP 3 Tensio ssai Résjstance 3a 500 MQ minimum
100 V fen courant 'isolement
contin
otho
Conn
accoupl
CP 4 Connesteurs Examen 1a Il ne doit y avdir aucun
désageouplés visuel défaut suscepflible de
nuire au fonctipnnement
normal
N
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7.7.2.5 Test group CP

Table 12 — Test group CP
Test Test Measurement to be performed
phase ) ) ) )
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
CP 1 Vibration 6d f = (10 to 500) Hz, Contact 2e 10 us maximum
) disturbance

Amplitude =
0,35 mm
AcTeteration=
50 m/s?
10 sweeps/axis
Measurement points
as in Figure 12

CP 2 Measurement points | Contact 2a Nondistusbance of plug
as in Figure 11 resistanc nd j betwgen vibra-

. tion test and mjeasure-
All signal ment
contacts/specimens
20 mQ maximym change
from initial for pignal
N AN contacts

CP3 Test >n5u| tior(\) \3/a> 500 MQ minimum
100 .C. resistance
Method
Mated

CP 4 isual 1a There shall be|no defects

\Bxa nation

that would imp
operation

pir normal

U
X

r
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7.7.2.6 Groupe d’'essais DP
Tableau 13 — Groupe d’essais DP
Phase Essai Mesure a effectuer
d’essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
. condition d’essai .
Essai n® Essai n®
DP 1 Charge 9b 500 h 70 °C 0,5 A 5 connecteurs,
électrique et Période de reprise
température 2h pas de courant
5 connecteurs
DP 2 Tension d’essai Résistance 3a 500 MQ mihimum
100 V en courant d'isolement
continu
Méthode A
Connecteurs
accouplés
DP 3 Contact/contact: Tension d 4a \ 1 Obﬁ\y/en coyrant
Méthode A tenue ontinu ou en ¢ourant
Connecteurs alternatif, en vpleur de
accouplés éte
Tous les 1 500 V en coyrant
contacts/panneau continu ou en ¢ourant
d’essai; alternatif, en vpleur de
Méthgde > créte
Connecteur
accoupl
DP 4 Conneftteurs xamen 1a Il ne doit y avdir aucun
désaccoupl visuel défaut suscepflible de
nuire au fonctipnnement
(\ /\ normal
N
DP 5 Poi Résistance 2a 20 mQ de varigtion
de contact maximum par fapport a la
valeur initiale pour les
Q contacts de signal
N\
DP 6 Calibre nexecL Wis fiche et Essai Passe/Ng passe
mécahique embase pas
DP 7 on 'nuité& A ne)é\A/ Tous les contacts de | Perturbation | 2e 10 us maximum
cakibrage signal/tous les de contact
spécimens
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7.7.2.6 Test group DP
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Table 13 — Test group DP

Test Test Measurement to be performed
hase
P Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
DP 1 Electrical load | 9b 500 h 70 °C 0,5 A 5 connectors,
and Recovery period 2 h N 5
temperature o current 5 connectors
DP 2 Test voltage Insulation 3a 500 MQ minimum
100 V d.c. resistance
Method A /(
Mated connectors ~
DP 3 Contact/contact: Voltage proof [4a 1Q00\"d.c o1 a.c. peak
Method A
Mated connectors
All contacts to test 1 5M.c. ofl a.c. peak
panel:
Method A
Mated connectors
DP 4 Unmated connectors isu 1&1\) There shall be|no defects
that would imppir normal
7\ operation
DP 5 Cont N \26 20 mQ maximym change
srsta e from initial for pignal
contacts
DP 6 Mechanical Anpéx fr e andfix d Passing Go/Nq Go test
gauging conne )
DP 7 Gauging A nex All si naI Contact 2e 10 us maximum
cont|nU|ty co ac spe imens | disturbance
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7.7.2.7 Groupe d’essais EP
Tableau 14 — Groupe d’essais EP
Phase Essai Mesure a effectuer
d’essai
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
) condition d’essai .
Essai n® Essai n®
EP 1 Perte 25b et Selon 6.5.2
d'insertion Annexe E
de la
}JIU’OUIItU
partie de
la CEI
"R QS
EP 2 Toutes les paires, Affaiblisse- 5a t elo 6.\\:\@)
dans les deux ment para- e
directions (paire a diaphonique de Ia
paire) (NEXT)
rt|
El
/—\ 0603-
(N
EP 3 Toutes les paires, >\L£a)b Ss e et Selon 6.5.3
dans J€s deux ent(de A exe F
directions réflexion ela
présente
partie de
la CEI
60603-7
EP 4 J\%aiblisse- 25a et Selon 6.5.8
ment télé- Annexe H
diaphonique de la
(FEXT) présente
partie de
la CEI
60603-7
EP 7 \Pem'(s de mesure Méthode du 2a Résistance de|contact de
comme définis en niveau des signal =
6.4.5 millivolts 200 mQ maxinjum.
Tous les contacts de
signal
EP 8 Déseéquilibre Points de mesure Méthode du 2a Résistance de
de’résistance comme définis en niveau des déséquilibre =
646 IIl;”;VU:tO GO LAY IIIaI\;IIILm

Tous les contacts de
signal

Toutes les mesures doivent étre réalisées sur les connecteurs accouplés.
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7.7.2.7 Test group EP
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Table 14 — Test group EP

Test Test Measurement to be performed
phase ) . ) )
Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
EP 1 Insertion loss | 25b and Per 6.5.2
Annex E
of this part
of IEC
806037
EP 2 All pairs, both NEXT loss 25a and Per 6.5.6
directions (pair to Annex
pair) of this rart
of EC
606Q3-
EP 3 All pairs, both Return loss < | 258 PW
directions Annex
l; art
E
0603-
EP 4 All pairs, both FEXT 19ss 2%2‘/ Per 6.5.8
directions (pair to nnex
palr) > G |s part
60603 7
EP 7 Input to output Meas nt po ts\J"Milhyolt level |2a Signal contact|resistance
resistance as defined in6. 4 eth =200 mQ maxymum.
signal contae
EP 8 Resistance Measur nt pomts \Nﬁllivolt level |2a Unbalance res|stance
unbalance as 4 6 method = 50 mQ maxitphum

All megsurements é‘\be)erf%{med ({Qma d cawqe}to/ws.
Y%
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7.7.2.8 Groupe d’essais FP
Tableau 15 — Groupe d’essais FP
Phase Essai Mesure a effectuer
d’essai - - - -
Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
. condition d’essai .
Essai n® Essai n°
FP 1 Essai de UIT-T Connecteurs Essai 2.1 et 2.2:
surcharge accouplés, Critere d'acceptation A
K.20 Tableau 2a/2b, selon UIT-T K.44,
Niveau d'essai de Article 9
haseo
Essais 2.1.1a, i2.3:
2.1.1b. 2.1.3. 2.2.1a Crite d'acce; tation B
et 2.3 ’18 ’ selon -T K44,
o /\ rti
FP 2 100V +15Ven Résistance 3a 500 !Wum
courant continu d'isolement
Méthode A
Connecteurs
accouplés <\ \
FP 3 Connecteurs E e & \H/ne doit y avdir aucun
désaccouplés suel défaut suscepflible de
nuire au fonctipnnement
normal
7.7.2.9 Groupe d’essais GP
(\ableau 6 — pe ’ ais GP
Phas¢ N \Rssa Mesure a effectuer
d’essai
Titre CE }& Se érite\ou Titre CEI 60512 Exigences
6 _ condition d'essa ,
ssai Essai n°
GP 1 Haute 0 \%(yc
températu eri de reprise
2 h
GP 2 21 cycles,
basse température
i 25 °C,
haute température
65 °C,
sous-cycle froid
-10 °C,
humidité >93 %
Moitié des
échantillons
accouplés
Moitié désaccouplés
GP 3 Essais
supplémentaires
pour étude ultérieure
GP 4 Impédance de Selon 6.4.8
transfert
GP 5 Affaiblis- EN 50289- | Selon 6.5.12
sement de 1-14
couplage
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7.7.2.8 Test group FP
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Table 15 — Test group FP

Test Test Measurement to be performed
hase
P Title IEC 60512 Severity or Title IEC 60512 Requirements
condition of test
Test No. Test No.
FP 1 Surge test ITU-T Mated connectors, Test 2.1 and 2.2:
Table 2a/2b, Acceptance criteria A
K.20 Basic test level per ITU-T K.44,
Tests 2.1.1a, 2.1.1b, Clause 9
213 22 129 and
; 2.3:
2.31
a Accepiance, criteria B
?{%II\ K44,
A lause 9
FP 2 100V + 15V d.c. Insulation 3a 500 !Wum
Method A resistance
Mated connectors
FP 3 Unmated connectors | Visual a 'e) here shall be|no defects
examinatiqn that would imppir normal
peration
7.7.2.9 Test group GP 0
Table 1€ — Testgroup G
Test Test \ (\ \/ Measurement to be performed
hasg
P Title IE 60§$</ \4 ity\m’\) \) Title IEC 60512 Requirements
condithamof test
[\'{est 0. N Test No.
GP 1 High 9b 500M-70RC
temper@ \Qco ry perigd 2 h
GP 2 Cyclic danp /|seetEC N@1 Sycles
heat 60068- erature
8 25 °C
high temperature
65 °C,
cold subcycle
< -10 °C,
humidity >93 %
Half of the samples
in mated state
Half of the samples
in unmated state
GP 3 Additional tests ffs
GP 4 Transfer Per 6.4.8
impedance
GP 5 Coupling EN 50289- | Per 6.5.12
attenuation 1-14
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Annexe A
(normative)

Procédure de continuité de calibrage

A.1 Objet

Cet essai est destiné a vérifier que la continuité électrique est assurée dans les conditions les
plus défavorables de la fiche pour les contacts de signal.

A.2 |Préparation des spécimens

Il conyient d’appliquer un calibre conforme a la Figure A. Ecimen

d’embase a I'essai.

A.3 |Méthode d’essai

Appliglier un circuit conforme a la CE [ : . | 'essai
doit ét i i

Pour I' e haut
jusqu'3

Au col
commpg

pliquée

A.4

Le sp4ci i exigences si aucune discontinuité n’apparait ¢u une
discon ' irs  du
mouve

A.5

Le calipre dojt étrefabriqué selon les spécifications suivantes:

Matériau: acier a outil, frempé avec finition plaquée adapieée.

Rugosité de surface: selon I'lSO 1302, Ra: 0,25 pm maximum.
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Al

Annex A
(normative)

Gauging continuity procedure

Object

The object of this test is to check whether in worst case conditions for the free connector, the

electrig

A.2

A gaug

A.3

Apply
each in

For th
upwarq

During
arrow |

A.4

The fi
maxim

positiop.

A.5

The g4

al continuity is guaranteed for signal contacts.

Preparation of the specimens

e according to Figure A.1 should be applied to test the f

Test method

o the test specimen and to the gauge a
dividual contact of the fixed conp

b test of the signal contacts, th
s until it stops against the plasti

t the requirements if no discontinuity or a

Materigl. tool steel, hardened with suitable plating finish.

imen.

be. For

moved

by the

10 us
in end

Surface roughness: according to ISO 1302 Ra: 0,25 um maximum.
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Tableau A.1 — Dimensions pour la Figure A.1

Lettre Maximum Minimum
mm mm

A1 11,59 11,57

B1 4,90

c1 0,8 0,6

D1 4,12 4,10

E1 15,0

F 0,89 079
H1 0,47 0,45 A

J1 0,69 9/3({\ \\s
L1 6,72 870\

N1 5,90 C BN >
P1 4,7 IO\ P

R1 1,6 N
S1 146 [ N 44 )

T1 01 (\\.

X1 { o€\ ( \J 04

Y1 5,0

4 N

Lettre \ Maxi m Minimum

k1 { ) D 24°

N

r

N,
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Table A.1 — Dimensions for Figure A.1

Letter Maximum Minimum
mm mm

A1 11,59 11,57

B1 4,90

c1 0,8 0,6

D1 4,12 4,10

E1 15,0

F 0,89 079
H1 0,47 0,45 A

J1 0,69 9/3({\ \\s
L1 6,72 870\

N1 5,90 C BN >
P1 4,7 IO\ P

R1 1,6 N
S1 146 [ N 44 )

T1 01 (\\.

X1 { o€\ ( \J 04

Y1 5,0

4 N

Letter \ Maxi m Minimum

k1 { N 24°

r

N

N,
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!

A1 <:>

ct D1

Légendg

N

A~ 0N

X1

AN
||
& IEC 100/05

Figure A.1 — Calibre
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A1 @
C1 D1
R
F1 \
(3) H1__|[
J1
AN
1
(Y

N1 N1

Key

-

A~ 0N

N
. Qe

S1

Ijsula

m
Q.
Q
[
o
=3
>

part may not extend beyond radius of steel part.

imenSion to edge6f insulation part.

IEC 100/05

Figure A.1 — Gauge
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Annexe B
(normative)

Fonctionnement mécanique du dispositif de verrouillage

B.1 Objet

Cet essai d’endurance mécanique est destiné a évaluer les limites de fonctionnement du
disposftif de verrouillage des fiches.

B.2 |Préparation des spécimens

Le spé ge soit
facilenjent accessible pour I'application de I’essai. Aucun a Y afi he doit
étre agmis.

B.3 |Méthode d’essai

Le spécimen doit étre soumis aux es§ais\gd’ed Qti ement mécanique gvec le
nombré de cycles, tel que spécifié au Ts 3

La vitgsse de manceuvre de la force iqué o digpositif de verrouillage ne doit pas

dépassger 20 cycles par miptte.

On doift faire fonctionn pe doit

étre erffoncé jusqu’a ce

Des djspositifs nt étre

utiliséd sous réserye

B.4
A lissfieNdu ns ¢ i signe
visuel i i ‘ llage.
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Annex B
(normative)

Locking-device mechanical operation

Object

The object of this mechanical endurance test is to assess the operational limits of the locking

device

B.2

The sp
for app

B.3

The sp
cycles

The sf
cycles

The s

Mechahical aids@
ce abnormal/sis

introdd

B.4

After t
fatigue

on the free connectors.

Preparation of the specimens

Test method

ecimen shall be subjected to meg
as specified in Table 11, groug

pssible

nber of

ped 20

do not
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Annexe C
(normative)

Exigences pour la fiche d'essai

Généralités

Dans la présente Annexe, sauf spécification contraire, la fréquence est donnée en MHz.

Les fiches d’essai doivent étre mesurées conformément a la procédure”de I'Arti . Elles
doivent étre mesurées accouplées a une embase de référence, telle que cell crite a
I’Articl¢ C.5. Pour les mesures de NEXT de la fiche d’essai, bdse de
référerice doit étre déduite. Utiliser les valeurs du Tableau C.1 ¢ pse de
référerice. Les Articles C.2 a C.6 sont donnés a titre de référe aniére
dont I3 NEXT de I’embase de référence a été déterminée. J«¢ ¢ ivi pour
choisir tions normatives
dans I3 a présente norme.
Lorsqu térieur
d’une er a fa fois leur impédapce en
mode

C.2

Prélever une paire sur rieur a
35 dB |entre 1 MHz et cable
d'envir| ns les
conditi on de
longue| es fils
d'essal. b, ceci
permef

NOTE able de
liaison d Ecifié en
C.3.2.

Prendr placés
a la méme ha e ace
que la n coté
arriere} Percer 8 chemins conducteurs a travers le bec, de maniére a ce que les fils
individuels puissent le traverser.

Détorsader sur environ 19 mm une extrémité des quatre fils de paires torsadées de 81 mm de
long. Enlever sur (1 a 2) mm l'isolant de I'extrémité détorsadée, de maniere a ce que des
résistances de taille de boitier 0603 puissent y étre soudées ultérieurement. Les placer dans
la fiche, en laissant dépasser 6 mm. La paire 3,6 devra étre défaite, mais la reformer dés que
cela est réalisable en pratique a la sortie du bec. Sur I'extrémité arriére, insérer la paire 3,6
face a la patte de verrouillage de la paire 4,5; plus tard, on la pliera vers la patte de
verrouillage et la paire 4,5 sera éloignée de celle-ci.

Placer

Dispos

les lames de la fiche dans les fils.

er les conducteurs conformément a la Figure C.1.
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Annex C
(normative)

Test plug requirements

C.1 General

In this Annex, unless otherwise specified, the frequency is given in MHz.

Test plugs shall be measured according to the procedure in Claugé\C.8. ey-shall be
measu[ed mated to a reference jack as described in Clause ' NEXT
measufements, the NEXT of the reference jack shall be subtracted. Table
C.1 fon the NEXT of the reference jack. Clauses C.2 to C.6 are fo specify
how th ved to
select extent
that th

When annel,
or othsg

C.2

Take a pair from a cable that exhibjts & LS excess of 35dB from 1 MHz to
100 MiHz. This value shaljt ) a length of approximately 1$0 mm.
The rdturn loss of the wi i der conditions of actual use. Cut four
lengthg of approximatg hs of 81 mm will result in a plug length of

approdimately 75 mm| ing is. If the commonly available impg¢dance
management fix IS\ IS\Wi a’small length of wire to be trimmed off tq fit the
plug on the fixtu

NOTE
howevel

be “éstimated by measuring the through delay of a 150 mm|jumper,

Take @ which the 8 conductors are parallel and at the same height.
Machine off tt , whefe the strain relief is, so that the plug is 13 mm long frpm the
nose W th Mtacts ace to its back. Drill 8 conductor paths through the nose, so that the
individ i ended through the nose.

Untwis of one end of the four 81 mm long twisted pair wires. Sf{rip off
(1 to 2)«mm of insulation from the untwisted end, so that 0603 package size resistors fan be
: i i . ; Twitthave to
be split apart, but bend it back together as soon as practical after it exits from the nose. On
the back end, insert pair 3,6 toward the locking tab from pair 4,5; later we will bend it toward
the locking tab, and pair 4,5 away from the locking tab.

Set the plug blades into the wires.

Arrange the conductors according to Figure C.1.
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%A

6 mm max.
0,25 in max.

/

Normalement >
45°

IEC 242/07

Les isolations des paires torsadées sont en contact les unes avec les aqdtres’s
La paire| 3-6 est pliée sur elle-méme aussi rapidement que possibl

Les conducteurs 2 et 7 sont éloignés respectivement des condu R Bnce au
maximum et réduit le couplage au g bt 3,6
et7,8.

Les fils pont pliés selon un angle de 45° par rappoxt a Kaxe'd i \ i re gonales
et mininfise leur couplage.

Les condlucteurs 3 et 6 sont pliés vers la patte de

Souder |es résistances de taille de boftier 0603 et de—précist me cela
est repfésenté. L’affaiblissement 8 D0 MHz.
L'utilisation de résistances de urs des
paires tqrsadées.

Plier les| paires torsadées a|l’endroitou ellés a ha bu selon
tout ang|je approprié pour | i ’ e la fiche
et la paife 4,5 pour | ié

C.3 |Montage e

C.3.1

Dans |a me U\ la™~caractérisation de la fiche d’essai nécessite 3 mesures pt des
soustractions—en mesures, il est nécessaire de réaliser les 3 mesures aux mémes
fréquences. C’est pdurquoi il est suggéré de toujours utiliser un balayage linéaire ¢ie 401
points entré 1 MHz et 401 MHz pour la qualification de la fiche d’essai.

Etalonner I'analyseur de réseaux en utilisant un étalonnage 2 accés complet. Utiliser des
circuits ouverts, des courts-circuits et des charges normalisés directement sur le symétriseur.
Pour I'étalonnage direct, placer les symétriseurs dos a dos, de maniére a maintenir la polarité
avec un circuit direct de longueur nulle. Comme alternative, un transit de longueur autre que
zéro peut étre utilisé et ses effets sont étalonnés.

C.3.2 Extension d’acceés
Cc.3.2.1 Généralités

La fonction d'extension d'accés de l'analyseur de réseaux peut étre utilisée pour situer le plan
de référence de la fiche d'essai au niveau de l'interface de la fiche d'essai et de I'embase de
référence. Sinon, des données réelles et imaginaires en volts/volt peuvent étre obtenues a
partir de I'analyseur de réseaux et le plan de référence peut étre déplacé en post-traitement
en utilisant une feuille de calcul.
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b

6 mm max.
0,25 inch
max.

e
100 Q

4Co ==
T

Cut to length
ypical & 13 MM (0

IEC 242/07
The insylation of the twisted pairs are touching one another throughout their length
Pair 3,6|is bent together as quickly as possible after it exits the plug nose.
Conducfors 2 and 7 are bent away from conductors 3 and 6, respectively. hce and
minimizg¢s the coupling between loops 3,6 and 1,2, and 3,6 and 7,8.
The wirg¢s are bent at an angle of 45° to the plug axis. This makes a S A es their
coupling.
Conductors 3 and 6 are bent toward the locking tab, and conducfors 4
Solder (0603 package size precision 100 Q = 0,1 % resistors \ i i . s of the
resistor |shall be >40 dB from 1 MHz to 100 MHz, iRg resi sary to
spread the conductors of the twisted pairs apaft.
Where the twisted pairs exit from the back of the ‘ ht angle,
away frdgm the plug axis. Bend pair 3,6 toward the} 2 i he back

of the plug with encapsulant.

C.3 [Set up and ca

C3.1 Genere@

Since [test plug olves 3 measurements and subtractions betwepn the
measufements, it gke all 3 measurements at the same frequenciep. It is
therefdre sugge L plug qualification, a linear sweep of 401 points from 1 MHz to
401 MiHz alwa

Calibrgte lyzer using a full 2 port calibration. Use open, short, and load
standafds dire e balun. For the through calibration, place the baluns back to back so
as to maintajn pola«ity, with a zero-length though standard. Alternatively, a non-zero|length

through.may be used and its effects calibrated.

C.3.2 Port extension
Cc.3.2.1 General

The port extension function of the network analyser may be used to locate the reference
plane of the test plug at the interface of the test plug and reference jack. Alternatively, real
and imaginary data in volts/volt may be obtained from the network analyser, and the reference
plane may be moved in post-processing using a spreadsheet.
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Noter que dans le cas de la fiche de référence, les extensions d’accés ne peuvent pas étre
déterminées au cours de I'étalonnage dans la mesure ou il n’'y a pas de possibilité que la
fiche de référence soit ouverte et court-circuitée lorsque les résistances sont placées sur elle.
Ainsi, la procédure suggérée ne peut pas étre utilisée et une autre procédure doit étre utilisée
par exemple en déterminant le retard de la fiche aprés coup et en utilisant une feuille de
calcul pour régler la phase des données.

La constante de temps pour I'extension d’accés doit étre déterminée de la maniére suivante:

Un étalonnage 1 accés complet doit étre réalisé pour établir un emplacement de plan de
référence au niveau de l'accés du symétriseur. Les réglages de I'analyseur de réseaux
doivenfetre su glages

c) Langeur de bande de fréquence intermédiaire (IFBW; en a ~ 2 frequency
bapdwidth) de 300 Hz ou moins.

d) Répler le lissage a 10 %.
C.3.2.7 Mesures des extensions d’acces

‘essai,
30 MHz

a) La|fiche d’essai ou la fiche de{réf
mepurer le retard S;4 déterminé ave
(TDopen_50MHz) €t 100 MHz (TDgpen

b) Placer un court- crrcurt
en|essai a l'extré

50 MHz (TDShOI't_50
cetfe maniére.

A paire
le retard S;; pour chaque ppire a
) réduit de maniére séquentiglle de

c) Construire u ge. 1 r le retard de cette fiche de rechange accdouplée
a I'embase de co ircuit. k i ouder a travers les lames de la fiche de rechgnge et
me 3 heUi . Calculer le retard de I'embase de courttcircuit
corn i rds avec une tolérance de 5 ps pour le retard dans la
sol s pai } es et 15 ps sur la paire séparée 36. Adapter les fetards
mepuré iche )d“essai, ou de référence court-circuitée en déduisant le retprd de
I'en i

d) Le 2Q paire de fils est déterminé par la moyenne des mesures de| retard
de court-circuit a 50 MHz et 100 MHz (moyennes de 4 nombres)

Ces mesufes de retard représentent des retards d’aller-retour. Le retard unidirectionpel est
égal a\da m0|t|e du retard d’ aIIer retour 811 Pour les mesures d' affalblls< ement

- : : RN ernées
par la mesure doivent étre utrlrses pour régler la grandeur de I'extension d’accés pour chaque
acces selon I'équation (C.1).

TDopen_50MHz + TDopen_100MHz + TDshort_50MHz + TDshort_100MHz

8 (C.1)

PortExtension =

NOTE 1 Les mesures de retard dépendent de la proximité avec les plans de masse. Il convient que le
positionnement des paires de fils reste aussi constant que possible au cours des mesures.

NOTE 2 La précision de mesure de cette méthode est d’environ 20 ps dans une mesure d’aller-retour
correspondant a une distance unidirectionnelle d’environ 2 mm.
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Note that in the case of the reference plug, the port extensions cannot be determined during
calibration, since there is no way to have the reference plug terminated open and short when
the resistors are on it. Therefore, the suggested procedure cannot be used, and an alternate
procedure, such as determining the plug delay after the fact and using a spreadsheet to
adjust the phase of the data, shall be used.

The time constant for the port extension shall be determined in the following manner:

A full 1-port calibration shall be performed to establish a reference plane location at the balun
port. The settings of the network analyzer shall be sufficient to achieve a maximum of £5 ps of
random variation. Recommended settings are as follows:

a) Melasurement function is S;1 delay.
b) Averaging 4x or higher.

c) Intermediate frequency bandwidth (IFBW) 300 Hz or less.
d) Sef smoothing to 10 %.

C.3.2.7 Port extension measurements

a) With the test plug or reference plug connected 4 time

del ) and
10(

b) Place a short on the plug. This shor{ sh i i the tip
of ' i ) and
10(

c) Co . Me S injg jack.
Then, solder acros o i delay.
Ca - iNON vith an
allg lit pair
36 ng the
del

d) The¢ time delg ' ini [ - short-
cirguit ti >

These [t % X2} e represent round-trip time delays. The one-way time delay is

one hg r each

pair, th sed to
set the

_ TDopen_50MHz + TDgpen_100MHz + TDshort_50MHz + TDshort_100MHz
PortExiendon = C.1)

8

NOTE 1 The time-delay measurements are dependent on proximity to ground planes. Then positioning of the wire
pairs should remain as constant as possible during all measurements.

NOTE 2 The measurement accuracy of this method is approximately 20 ps in a round-trip measurement,
corresponding to a one-way distance of approximately 2 mm.
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Lorsqu'on mesure |'affaiblissement paradiaphonique de la fiche d’essai, les extensions
d’accés appropriées doivent étre appliquées aprés étalonnage pour aligner les données de la
fiche d’essai accouplée a 'embase de référence et le plan de référence du vecteur d'embase
du Tableau C.1. Ceci peut étre réalisé comme suit:

1) Mettre en service les extensions d’accés de I’analyseur de réseaux.

2) Entrer la constante d’extension d’accés calculée pour chaque acces (1 et 2) de I'analyseur
de réseaux.

C.4 Mesure de NEXT de la fiche de référence de désaccouplage

Mesur¢r la NEXT de la fiche de référence de désaccouplage sur des 6
combinaisons de paires. Il est suggéré de réduire ou d’éviter complétement lessconversions
numériques entre les éléments réels et imaginaires et 'amplitude et & pha dérant
les données comme réelles et imaginaires.

Coupef les résistances et les fils qui sortent du bec et vont vers

C.5 KT
C.5.1

Désac

Prendr 2 SS-650810-A ou une embasle pour
carte imprimée montée en inverse équiva c @r sur une carte imprimée avec des
condugteurs de 100 Q allg : ontage des résistances. Moner les
résistances RF de précisign ) optdge en surface sur la carte imprimée de
I’embape. Des pieces[équivalentes~a ['@mhase de référence peuvent étre utilisées si le
laborafoire peut démontrext petventobtenir des résultats équivalents. Couper |les fils
d’embase qui dé 9 ircuit imprimé vers le sommet de la souddyre. Le
sommet de la s : t trotiver a plus de 1,0 mm au-dessus de la carte de

circuit jmprimé.

STEWART SN+ TIA
COANECTOR DE-EMBEDDED
SYSTEMS JACK MODULE

IEC 103/05

Figure C.2 — Embase de référence de désaccouplage
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When the test plug NEXT loss is measured, the appropriate port extensions shall be applied
after calibration to align the test plug mated to reference jack data and the reference plane of

the jack vector in Table C.1. This may be done by the following:

1) Turn the port extensions of the network analyser on.

2) Enter the calculated port extension constant for each port (1 and 2) of the network

analyser.

C.4 De-embedding reference plug NEXT measurement

Cut-offf the resistors, and the wires coming from the nose to the resis

C.5 |De-embedding reference NEXT jack constructi

C.5.1 Principle

Make a de-embedding reference jack as follows (s

Start wWith Stewart part number SS-650
it on a| PWB with 100 Q traces leading
surfacg mount 100 Q + 0,1 % resistorg

jack mpy be used if the lab can demonstrate that,theyncap>achieve equivalent results. T
jack wire leads that protryde\through _the PW e _tp of the solder. The top of the
= ' W

shall npt be more than 1,0

STEWART S+ TIA
CONNECTOR DE-EMBEDDED
SYSTEMS JACK MODULE

REV [B-1]

L ltis
phase

Mount
ion RF
renced
rim the
solder

IEC 103/05

Figure C.2 — De-embedding reference jack
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C.5.2 Choix de I'embase de référence désaccouplée pour la NEXT

La procédure décrite dans le présent paragraphe définit un coefficient de qualité pour la
cohérence de I'embase de référence. L'embase de référence utilisée pour mesurer les fiches
d'essai doit se situer dans les limites des meilleurs 25 % d'au moins 20 embases de référence
mesurées sur toutes les combinaisons de paires.

Ceci réduira la variance de mesure due a la variance dans le lot d'embases.

Il convient d'utiliser les procédures de désaccouplement spécifiées dans les Articles C.1 4 C.3
pour mesurer Ies embases de reference La performance dune embase de référence de
labora ur de
I’affaibli s en\ytilisant
une fighe de référence. Un echantlllon d' embases de référence d'au moins 20 éf¢ments doit
étre mesuré.

Le coefficient de qualité doit étre déterminé comme suit:

a) Conpstruire une fiche de référence conformément aux i

b) Polir chaque combinaison de paires, faire ce qui s

- Mesurer la NEXT réelle et imaginaire d et de
I'embase de référence entre 10 MHz et A€

- Calculer la moyenne des é >fgrence
accouplée et de I'embase g and
reference jack) pour chaque paint de ¥éy

- Ecarter tous les points de données § aleurs
de la fiche de S S 5 sont
inférieures a 316

- Ecarter tous Ig ue les
valeurs de la ennes
sont inf

- Ji ase de

rence.
- nce de

- Faire la somfme de toutes les données au carré sur la gamme de fréquences.

c) Compller les résultats pour toutes les combinaisons de paires. Faire la somnje des
données pour toutes les combinaisons de paires pour chaque échantillon. Ceci donnera
un seul chiffre comme coefficient de qualité pour chaque embase de référence.

Les embases de référence choisies doivent se situer dans les 25 % inférieurs du jeu
d'échantillons. Les embases restantes doivent étre éliminées.

NOTE Chaque fois que I'amplitude de la NEXT est supérieure a 70 dB, il convient de ne pas utiliser I’écart type
pour disqualifier 'embase de référence.

C.6 Embase de référence de désaccouplage pour la mesure de NEXT

Utiliser le méme étalonnage, la méme extension d’accés et la méme gestion d’impédance que
pour la mesure de la fiche de référence.
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C.5.2 De-embedding reference NEXT jack selection

The procedure described in this subclause defines a figure of merit for the consistency of the
reference jack. The reference jack used to measure test plugs shall be within the best 25 % of
at least 20 reference jacks measured on all pair combinations.

This will minimize the measurement variance due to the variance within this lot of jacks.

The de-embedding procedures specified in Clauses C.1 to C.3 should be used to measure the
reference jacks. The performance of a particular laboratory de-embedded reference jack shall
be verified by determining the mated NEXT loss vector of multiple jack samples using one
referenceplug—ATeference jack sampte size of atteast 20pieces stattbe asured:

The Figure of merit shall be determined as follows:

a) Build a reference plug according to the instructions of Clause C.%.
b) Fon each pair combination, do the following:

- e jack
J) real

is less

measurement
- Square

- Sum all sgus

c) Cofnpile the re bns for
eagh sa ~Jhis willy ck.
The sql cks shall be in the lowest 25 % of the sample set. The remaining

jacks gha

NOTE Wheneyer the maghitude of the NEXT is greater than 70 dB, the standard deviation should not be|used to
disqualify the'feferenceyack.

C.6 De-embeddinmg reference jack NEXT measurentent

Use the same calibration, port extension, and impedance management as in reference plug
measurement.
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Mesurer la NEXT de la fiche de référence désaccouplée et de I'embase de référence
désaccouplée accouplées ensemble sur les 6 combinaisons de paires.

Le vecteur d’embase est la différence entre les mesures de la fiche désaccouplée de

référence et

de I'embase désaccouplée de référence.

C.7 Construction de la fiche d’essai

Couper les fils de la fiche d'essai de maniére a ce que la fiche d'essai s'adapte sur le

dispositif de

gestion de I'impédance.

C.8 |Mesure de la NEXT de la fiche d’essai

Utiliseff la méme procedure d’ etalonnage et Ia meme gest|on d’ |mpean e

de la fiche

d’extension d’acceés, mesurer le retard de la fiche d’essai sur chaque p

Mesurér, co

désacgouplée de référence sur I’ensemble des 6 co

La NEKT de
d’embagse.

Utilisert les valeurs données au Tablea

Tableau

nesure

stantes

mme indiqué a l'Article C.4, la NEXT de la—fiche _d’essai accoudplée a I'embase

C.1 — Vecteyr's\d’e

ecteur

e

Re;[~Co f|C|e éel WUI‘ d’embase de référence (V/V)

Paire
aquence en MHz)
3,6 -@4,5 _5%12/05\“ g\gc}zsgo\{\(f 110x1078 x f
12,6 | =-172240 M K IBM0 8 x 12 - 3,89 x 107
3,6 -[7,8 /ﬂ\\\\\\x\\m/ x £3+563x108x12-362x107 x f
1,2 - 4,5~ \sig —8§\f2}&,c§x1o—7xf
45-7,8 >§,\;3>@\”x}’+5,08x10—8xf2+3,25x10—7><f
1,2-[7.8 =—\z,51\x1)\>—”xf3+2,34x1o—8xf2—2,23x10—7xf
Im; — Coefficient imaginaire du vecteur d’embase de référence (V/IV
t=trégquenceenMHz)
36-45 | =309x10""xf34+177x1078x 12 -147x10 70 x f
1,2-3,6 | =-109x108x f2+508x1070x f
36-7,8 | =-186x10""xf4+918x107""x 13-932x10°x f2+274x10°x f
12-45 | =-268x10"""xf3-120x108x 12 +682x107°x f
45-78 | =—167x10"3 x4 +858x107 " x f3-225x108x 2 +4,96x107°x f
1,2-7,8 | =601x107 M x 4 -458x107""x £3+332x10710x £2 +912x100x f

NOTE Les coefficients de vecteur d’embase de référence du Tableau C.1 ont été déduits des mesures
moyennes rassemblées en utilisant un montage de fixation d’essai a 4 symétriseurs incorporant une
adaptation d’impédance pour les fils d’essai avec des sorties en mode commun appliquées uniquement aux

paires proximales en utilisant 'embase décrite en C.5.
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Measure the NEXT of the de-embedding reference plug and de-embedding reference jack
mated together on all 6 pair combinations.

The jack vector is the difference between the de-embedding reference plug and de-
embedding reference jack measurements.

C.7 Test plug construction

Trim the test plug leads so that the test plug fits on the impedance management fixture.

C.8 |Test plug NEXT measurement

Use the same calibration procedure and impedance management\ a e plug
measufement as given in Clause C.2. To determine the port extensi sure the
delay ¢f the test plug on each pair.

Measufe, as given in Clause C.4, the NEXT of the test edding
refererce jack on all 6 pair combinations.
The tegt plug NEXT is the difference between the ector.

Use th

Pair 5 ~Re e ici\e®f refgrence jack vector (V/V)
frequency in MHz)

N
3,6 -4,5 =5,87x1(fw,02\1\fx\@,1/0x10—6x f

1,2-13,6 =—<(2};\0>—\”x§+\$,8\1x\rfﬂv/f2-3,89><10—7><f
3,6-[7,8 =1,28/@—\1N\-2,\63\-(b‘\ £31+563x10 8% f2-362x107" x f
1,2-4,5 7@@&1})\%\2%‘9fo

45-7,8 \KZ,O(i\x&Cth%&MO‘SX 2 +325x1077 x f

1,2 - 7?3\ = 5N>>3 +234x108x £2-223x107 x f

5 — Imaginary coefficient of reference jack vector (V/V)
(f = frequency in MHz)

361587 =300x10"""x 341771078« £2 _147x107 0 x f

1,2-3,6 | =-109x108x f2+508x10Cx f

36-7,8 | =-186x10""xf4+918x107""x 13-932x10°x f2+274x10°x f
1,2-45 | =-268x10""x f3-120x108x 12 +682x107°x f

45-78 | =-167x10"13x 4 +858x107 "% 13 -225x1078x £2+4,96x10° x f
1,2-7,8 | =601x107"4x 14 -458x10"""x £3+332x10710x f2+912x10 ¢ x f

NOTE The reference jack vector coefficients in Table C.1 were derived from average measurements
collected using a 4-balun test fixture set-up, incorporating impedance matching for the test leads, with
common-mode terminations applied to all near-end pairs only, using the jack described in C.5.
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Exigences relatives a la paradiaphonie de la fiche d’essai

Pour la catégorie 5, le tableau des valeurs données au Tableau C.2 s’applique.

Tableau C.2 — Limites de I'affaiblissement paradiaphonique de la fiche d’essai

Cas n° |Combinaison de| Limite Limite d'amplitude Limite de phase
paires d’affaiblissement d’affaiblissement
paradiaphonique (dB)®®® paradiaphonique
(degrés) ™°
Cas 1 3,6-45 Basse < 34.4 — 20l0qg(f/100) —90 + 3f/100
Cas 2 3,6-4,5 Elevée |2 37,6 — 20log(f/100) -90 + 3f/1@o
Cas 3 1,2-3,6 Basse  |< 42— 20log(f/100) —90/1\-<0f7\10Q\ \
Cas 4 1,2-3,6 Elevée |50 — 20log(f/100) ~90 £ 10109 N\
Cas 5 3,6-7.8 Basse  |< 42— 20log(f/100) Wo\qob\ \
Cas 6 3,6-7,8 Elevée |2 50 — 20log(f/100) —9%?5&/1\09
Cas 7 1,2-4,5 Elevée |50 — 20log(f/100) Squts phase
Cas 8 4,5-7,8 Elevée > 50 — 20log(f/100) / ~ ‘F%te Q}ase
Cas 9 1,2-7,8 Elevée |50 - 20l0g(f/1907\ \ > / A Joutephase
@) Les linpites d’amplitude s’appliquent sur la g S \ 10 MHz et 100 MHz.

®) Les lin

° Lorsqye I'affaiblissement paradiaphonique de

s’appliq

9 Lorsqy’
doit pas|y avoir de limite basse‘pour

®) LorsqU’un calcul d'affaibli

I'affaibli

e pas.

men
sement paradiaphgniq i

B, il ne

O
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C.9 Test plug NEXT requirements
For category 5, the table of values given in Table C.2 applies.

Table C.2 — Test plug NEXT loss limits

Case No. Pair Limit NEXT loss magnitude limit NEXT loss phase limit
combination (dB)»® (degrees) »?

Case 1 |3,6-4,5 Low | < 34,4 — 20log(f/100) 90 + 3100

Case2 |3,6-4,5 High | > 37,6 — 20log(f/100) 90 + 3100

Case 3 1,2-3,6 Low < 42 — 20log(f/100) -90 £ 10f/100

Case4 | |1,2-36 High [ 50 - 20l0g(f/100) —90/%0%‘10@\

Case5| |3,6-7,8 Low < 42 — 20l0g(f/100) —9@ i\ 100 \

Case6 | |36-7,8 High [ 50 - 20l0g(f/100) XQQ\:\NM(}B\ \

Case7 | |1,2-45 High [ 50 - 20l0g(f/100) Any phase \

Case 8| |4,5-7,8 High | > 50 — 20log(f/100) S Advhtese >

Case 9 1,2-7,8 High > 50 — 20log(f/100) / \Qy ph§§e

a)

Maghpitude limits apply over the frequency range from 10MH¥% to 10,
® Phage limits apply over the frequency rang
¢) Wheh the measured plug NEXT loss is grea he’phase limit does not apply.

9 Wheh a low limit NEXT loss calculation resultsh valuss grxgaterthan 70 dB, there shall be no low limit for
NEX|T loss.

¢ Wheh a high limit NEXT loss galculation resuts i es' gr
to a [imit of 70 dB. {\ /]\ N

an 70 dB, the high limit NEXT shall fevert

N \)

r
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Tableau C.3 — Gammes de |'affaiblissement paradiaphonique de la fiche d’essai

Combinaison Gamme d'amplitude d’affaiblissement Gamme de phase d’affaiblissement
de paires paradiaphonique paradiaphonique
(dB) **° (degrés) °

3,6-4,5 34,4 — 20log(f/100) < affaiblissement paradiaphonique | —90 + 3f/100

< 37,6 — 20log(f/100)
1,2-3,6 42 — 20log(f/100) < affaiblissement paradiaphonique —-90 + 10f/100

< 50 — 20log(f/100)
3,6-7,8 42 — 20log(f/100) < affaiblissement paradiaphonique —-90 + 10f/100

< 50 — 20log(f/100)

1,2-4.9 Affaiblissement paradiaphonique > 50 — 20log(f/100) Toute phase /\

4,5-7.4 Affaiblissement paradiaphonique > 50 — 20log(f/100) | Toute phas/e/* . \

1,2-7,8 Affaiblissement paradiaphonique > 50 — 20log(f/100) Toute QJ'\/a\s\ \

3 Le$ limites d’amplitude s’appliquent sur la gamme de fréquences comprisg.ent et N0

®  Le§ limites de phase s’appliquent sur la gamme de fréquences comprise\entre 0 z.

®  Lofsque I'affaiblissement paradiaphonique de la fiche mesuré est glpéri 3 ite de phas¢ ne
s’applique pas.

9 Lo squ’un calcul d'affaiblissement paradiaphonique de limitg élevée denn 70 dB, il
ne|doit pas y avoir de limite élevée pour I'affaiblissement iques sférer au Tableau C.2|pour une
explication de la limite élevée.

® Lo squ’un calcul d'affaiblissement paradigphsnique 5 g valeurs supérieures a 10 dB,
I’affaiblissement paradiaphonique de limite basse doi ir a ite]de 70 dB. Se référer au Taljleau C.2
pour une explication de la limite basse.

Un cgrtain nombre de<fic sal esuré avec l'embase de réffrence
désacgouplée, jusqu'ance gu'umj es d'essai incluant les 12 cas lgs plus
défavorables du Tablep S iste’3 cas défavorables pour la combinaison de
paires| 3,6-4,5, ux ,2-7,8, et deux pour chacune des |autres
combinaisons 'Q cas le plus défavorable doit satisfaife aux
spécifications du Yab de dB
hors d SPE

NOTE hison de
paires 1 i ne doit
étre en re point
de fréqul

Ilestr orable
sur ung combinaison/de paires soient dans les limites données au Tableau C.3 sur toutes les
autres|cémbinaisons de paires. Cependant, il ne sera pas nécessaire qu’il y ait 12 fighes si

plus d’
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Table C.3 — Test plug NEXT loss ranges
Pair NEXT loss magnitude range NEXT loss phase range
combination (dB) @9 (degrees) *°
3,6-4,5 34,4 — 20log(f/100)<NEXT loss<37,6 — 20log(f/100) -90 + 3f/100
1,2-3,6 42 — 20log(f/100)<NEXT loss<50 — 20log(f/100) -90 = 10f/100
3,6-7,8 42 — 20log(f/100)<NEXT loss<50 — 20log(f/100) -90 = 10f/100
1,2-4,5 NEXT loss > 50 — 20log(f/100) Any phase
4,5-7,8 NEXT loss > 50 — 20log(f/100) Any phase
1,2-7, NEXFHoss=>560—26tegtH406y Airy—pt

& M4gnitude limits apply over the frequency range from 10 MHz to 100 MHz.
®  Ph
¢ WH
¢ Wi

NHBXT loss. Refer to Table C.2 for an explanation of the high limit.
¢ WH

70

Bse limits apply over the frequency range from 50 MHz to 100 MHz.

imit for

en a low limit NEXT loss calculation results in values greater t
dB. Refer to Table C.2 for an explanation of the low limit.

until a

complg
are 3

te set of test plugs, which incl
vorst cases for pair combination

Table C.2, is found
d 2 for each of the oth

There
er pair

combinations. Each worst-case plug as specified in Table C.2] It is
recomimended that the slope deviation|\ be ¢ that the number of dBs outs|de the
ranges specified in Table inj

NOTE Plope variances frog pasurement anomalies. The pair combination} 1,2-7,8
does noj tend to follow 20 dB/d to 400 MHz, no test plug shall be below the lowdr limit at
one frequency point and above t er frequency point.

It is recommend worst-case performance on one-pair combjination
be within the range on all other pair combinations. However, it willl[not be
requirgd to have n one worst-case condition is covered by a pafticular

plug.
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C.10 Essais de NEXT du connecteur

Les performances des embases sur toutes les combinaisons de paires doivent étre qualifiées
avec le jeu complet de 9 fiches d’essai spécifié au Tableau C.2. A I’exception des fiches
d’essai supérieure et inférieure spécifiées pour la combinaison de paires raccordée aux
broches 3,6-4,5, I'affaiblissement paradiaphonique de I'embase accouplée doit satisfaire aux
exigences de 6.5.6. Lorsqu’elle est accouplée aux fiches d’essai conformes aux exigences
des fiches d’essai supérieure et inférieure spécifiées pour les broches raccordées aux paires
3,6-4,5, I'affaiblissement paradiaphonique de I’embase accouplée doit satisfaire aux valeurs
déterminées en utilisant I'’équation (C.2).

NEXTonn 283 —-20logf (dB) (C.2)
C.11 |Procédure d'essai de |'affaiblissement télédiaphonid 6 i pSsai
Pour Igs connecteurs couverts par la CEIl 60603-7-2, il n'existe\p S C FEXT

de la fiche d'essai.

C.12 |Fixation d’essai pour le montage et I'ég he d’essai

C.12.1| Généralités

re C.3, pour le montage et
avec les parties indiquées dans le

Un exemple de fixation d’essai, co
I’équipement d’'une fiche d’essai, pe
Tablegu C.4.

e de référence de sortie coaxial

D

Tableau C.4 — L|ste es mpos

escription Numéro de Qyantité
/\ piece

Interfac¢ de téte d’ es THI3KIT 2

Kit d’étajonnage, cwart\\ \l’xqrcuné\}:\érge CALKITOSL 1

Norme d etalonna/g\e \t@ns\{d\xi E\ CALTHRU 1

Sortie eh modeﬁomW.t\Ex\l\ > CMTNKIT 1

Sortie eh M&ka@\kl éx CMTFKIT 1

Sortie eft mode.diffeféntiel, kit NEXT DMTNKIT 1

Sortie ep mode. CM’ q>atre paires CMT4PR 1

Manuel fi’'instruction 1

NOTE C&s composants Maiques au Tapteau C.4 peuvent etre obtenus aupres de. supertor Modutar Products, Inc.,
Swannanoa, NC 28778.1

1 Cette information est donnée a l'intention des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne signifie
nullement que la CEIl approuve ou recommande I'emploi exclusif de ce produit. D'autres piéces peuvent étre
utilisées, dans la mesure ou le montage d'essai qui en résulte satisfait aux exigences appropriées.
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C.10 Connector NEXT testing

Fixed connector performance on all pair combinations shall be qualified with the full set of 9
test plugs specified in Table C.2. With the exception of the upper and lower test plugs
specified for the pair combination terminated on pins 3,6-4,5, mated fixed connector NEXT
loss shall satisfy the requirements of 6.5.6. When mated to test plugs compliant with upper
and lower test-plug requirements specified for the pins terminated on pairs 3,6-4,5, mated
fixed connector NEXT loss shall meet the values determined using equation (C.2).

NEXT,ony > 83—-20logf  (dB) (C.2)

C.11 | Test plug FEXT loss test procedure

For IEC 60603-7-2 connectors, there are no requirements for test p

C.12 [Test fixture for mounting and terminating a

C.12.1l General

An exgmple test fixture, as depicted in Figure ¢ and terminating a tept plug
may be¢ assembled from the parts liste Tab

Table C.4 — Coaxial terminatiorn _refer. read component list

Descriptio}\ (\ ) Part number Qyantity

Test h¢ad interface 3 kit f\ NN THI3KIT 2

Calibrdtion kit, open shortrsg CALKITOSL 1

Calibrgtion standard, back@aw h \\ \ CALTHRU 1

Commén mode ter@n&) ,QQEXT Q CMTNKIT 1

Comm¢n mode termlnaén}SF\\)('N\ \/\\/ CMTFKIT 1

Differehtial mode te{mhe\\req l\hi\{T\Nk j DMTNKIT 1

Commeén moth&tlo}r\fo\qua}\ CMT4PR 1

Instruction o et 1

NOTE \& w Table C.4 may be obtained from Superior Modular Products, Inc., Swannanoa,
NC 281 78 1

1 This information is given for the convenience of the users of this International Standard and does not constitute
an endorsement by the IEC. Alternative parts may be used as long as the resulting test set-up meets the
appropriate requirements.
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IEC 113/05

with baluns attached



https://iecnorm.com/api/?name=f2bc8447605f3f2e6c9eccd854a7a205

- 114 -

60603-7-2 © CEI:2007

Des parties complémentaires qui peuvent étre utilisées pour le montage et I'’équipement d’'une
fiche d’essai sont indiquées au Tableau C.5.

Tableau C.5 — Téte de référence de sortie coaxiale, piéces complémentaires

3 N447046 Interface de téte d’essai 3 kits THI3KIT Quantité
3.1 N447028 Assemblage pyramide PYRASY 1
3.2 N447034 Adaptateur direct broche longue LPTHRU 1
3.3 N447031 Assemblage 3 PCB interface symétriseur THIFACE3 1
4 N447038 Kit d’étalonnage, circuit ouvert, court-circuit et charge CALKITOSL
4.1 N447032 Référence étalonnage court-circuit SH(?(‘I?A\I\ 1
4.2 N447033 Référence étalonnage charge géN) 1
4.3 N447027 | Assemblage PCB adaptateur pyramide \@‘R\AD)\QT\ 1
5 N447042 | Sortie en mode commun, kit NEXT CMTNKIT
5.1 N447029 Sortie en mode commun, paires opposées wT\S\RM\I\S\/ 1
5.2 N447035 Sortie en mode commun, paires adjacentes Q ‘\G\TEI%\{IB 1
6 N447044 | Sortie en mode commun, kit FEXT M ouTRT
6.1 N447040 | Sortie en mode commun, FEXT ( O | CMTFEXT 2
7 N447043 Sortie en mode différentiel, kit NEXT \/ DMTNKIT
71 N447036 Sortie en mode diffééte\l,\gaﬂ\igc)p\()sées.( /\\J F> DMTERM13 1
7.2 N447035 | Sortie en mode communhpaires atjacentes " CMTERM23 1
8 N447045 | Sortie en mode différdtiel, kit FEXTX  \ DMTFKIT
8.1 N447067 | Sortie smmode différentiel, REXK DMTFEXT 2
NOTE 1 Les interfaces dg sy etr\eLr sont ves poupVvs’'accoupler aux symétriseurs 0093 aved le bloc
d’interfage (qui fait partie d métriseur) monté ant,/il convient que les trous soient agrandis dans le bloc
d’interfafe jusqu’a 1, 3 mm ou p orts\existants qui peuvent étre remplacés soient retirés gour fixer
les symgtriseurs sur Jd plaq
NOTE 2| Les comp indiqués 5 peuvent étre obtenus auprés de: Superior Modular Froducts,
Inc., Swhnnanoa, NC;S\ 8. équivalents peuvent également étre utilisés

2 Cette information est donnée a l'intention des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne signifie
nullement que la CEIl approuve ou recommande I'emploi exclusif de ce produit. D'autres piéces peuvent étre
utilisées, dans la mesure ou le montage d'essai qui en résulte satisfait aux exigences appropriées.
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Additional parts that may be used for mounting and terminating a test plug are listed in

Table C.5.
Table C.5 — Coaxial termination reference head, additional parts

3 N447046 Test head interface 3 kit THI3KIT Quantity
3.1 N447028 Pyramid assembly PYRASY 1
3.2 N447034 Long pin through adapter LPTHRU 1
3.3 N447031 Balun interface 3 PCB assembly THIFACE3 1
4 N447038 Calibration kit, open short load CALKITOSL
4.1 N447032 Short calibration reference SHQfI’EA\I\ 1
4.2 N447033 Load calibration reference gé)b 1
4.3 N447027 Pyramid adapter PCB assembly \@&QADN{T\ 1
5 N447042 | Common mode termination, NEXT kit CMINKIT
5.1 N447029 Common mode termination opposite pairs \wT\S\RM\I\S\/ 1
5.2 N447035 Common mode termination adjacent pairs Q ‘\C\TER\\{IZS 1
6 N447044 | Common mode termination FEXT kit M| ouTRiT
6.1 N447040 Common mode termination, FEXT \)/}TFEXT 2
7 N447043 | Differential mode termination, NEXT k\\// A\ N\ | pMTNKIT
7.1 N447036 Differential mode ter&na\&Q &@os.t(pa.rs\ \J )\/ DMTERM13 1
7.2 N447035 Common mode termlnaﬁg a(}\\pa\rs\ CMTERM23 1
8 N447045 | Differential mode termfination, FEXTXK  \ DMTFKIT
8.1 N447067 | Differepfial mod termination, FELT DMTFEXT 2
NOTE 1| The balun interfa designed to mateN{o RJOO baluns with the interface block (which is pfrt of the

balun) a
replaced

NOTE 2

NC

Compone
28778.2 Alternate

ttached. However,

int
mounting plate (THIFACE3).

interface block to 1,3 mm or larger and thg

tained from Superior Modular Products, Inc., Sw

existing

nnanoa,

2 This information is given for the convenience of the users of this International Standard and does not constitute
an endorsement by the IEC. Alternative parts may be used as long as the resulting test set-up meets the
appropriate requirements.
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Alternative:
All dimensions in mm
/1IN /1IN
Q / \ / \
/ \ / \
56.3° N / N
30 N
260 e
33

.1 du Tableau C.5

C.12.2

YMETRISEUR

CALTHRU

LPTHRU

IEC 115/05

Figure C.5 — Etalonnage direct dos a dos
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Alternative:

Unités: mm

45

N
~
N
~

56,3°

260 o~

IEC 114/05

C.12.2

LPTHRU

IEC 115/05
Figure C.5 — Back-to-back through calibration
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Pour mettre en ceuvre la procédure d’extension d’accés spécifiée en C.3.2, il est nécessaire
d’étalonner avec les symétriseurs dans une position dos a dos. Pour I'étalonnage de
symétriseurs dos a dos utilisant la fixation coaxiale décrite en C.12.3, un adaptateur direct de
broche de grande longueur (LPTHRU; en anglais long pin through adapter) est fixé sur la
plaque de montage de symétriseur. Un deuxiéme adaptateur de broche longue est fixé a la
deuxiéme plaque de montage de symétriseur.

L’adaptateur direct de broche longue est destiné a permettre l'insertion de sorties de
résistance en mode commun ou en mode différentiel pour les paires inactives. Au cours des
essais, le LPTHRU est remplacé par un adaptateur de sortie de résistance en mode commun
(ou en mode d|fferent|el) (par exemple CMTFEXT) pour fournir des sorties adaptées
d'impé

L’étalo
cela ef
de mo
soit refiré
commg
symeétr
Figure

Les étplonnages en circuit ouvert, en court-circui , 2alisé ec les
symétriseurs dans leur emplacement d’origi nnage
(CALK|TOSL), qui sont chacune liéeg”a Yadapta jue de
montage du symétriseur.

C.12.3| Procédure d’extension d’acfcés

La progé S p%esurr le retard de chaque paire du digpositif

en esshi

a) Me court-circuit et de circuit ouvert S;4 de ¢haque
pai sali S e _sgrtie coaxiale pour la FEXT. Calculer la moyenne
de y ireNDiviser le résultat par 2 (retard unidirectionnel).

b) Ac j S : 5tevd’essai de référence de sortie coaxiale de I'é{ape a.
Me t : g paire (S;,), et consigner le résultat.

c) Ca 3 e paire de la fiche d’essai comme la différence entre I¢ retard
unidi i 2 S ¢ ape a et le retard direct mesuré a I'étape b.

d) Dé [ e-retard mgyen déterminé aux étapes a et ¢ entre 50 MHz et 100 MHz.
e) Leg 1 gcces pour chaque accés sont les valeurs calculées a I'étape d.

f) Lofsqué ces vatelrs d’extension d’accés sont appliquées a chaque accés (pour ¢haque
paire); les plans de référence de mesure seront alignés sur le point de contact du pec de
la fiche-

C.12.4 Procédure pour raccorder une fiche d’essai a une téte d'essai de référence de
sortie coaxiale

La téte d’essai de référence de fiche d’essai/de sortie coaxiale accouplée est insérée dans un
dispositif de fixation d’essai composé de 4 symétriseurs qui sont montés sur un plan de
masse. Un exemple de montage d’essai avec un analyseur de réseaux est illustré a la
Figure C.6.
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In order to implement the port-extension procedure specified in C.3.2, it is necessary to
calibrate with the baluns in a back-to-back position. For back-to-back balun calibration using
the coaxial fixture described in C.12.3, a long pin through adapter (LPTHRU) is attached to
the balun mounting plate. A second long pin adapter is attached to the second balun mounting
plate.

The purpose of the long pin through adapter is to enable the insertion of common mode or
differential mode resistor terminations for the inactive pairs. During testing, the LPTHRU is
replaced with a common mode (or a differential mode) resistor termination adapter (for
example, CMTFEXT) to provide impedance matched terminations for the inactive pairs.

The bgck-to-back through calibration is inseried between the long pin adapiers as shown in

Figure|C.3. For calibration of 2 ports located on the same ground-plane g plate
(THIFACEZ3), one of the baluns shall be removed from the plate and 3 arily to
the segond plate for the through calibration as is shown in Figure/G S, ajataia forrect

polarity of the second balun, rotate the first balun 180° with res S i dlun as
shownl|in Figure C.5.

The opgen, short, and load calibrations are performed with
the calibration standards (CALKITOSL), which are eae
adapter that is attached to the balun mounting plate.

5 using
bgh an

C.12.3] Port extension procedure

The following procedure is recommendsg UT for

port eXdtensions.

a) Mefasure the S;4 open 8 ' Coaxial
termination reference testhead. g 3 r each

b) Malte the test plug to Qaxi ination—r ire the

thrpugh delay<z>
c) Cajculate the

delay calculated

ne-way

d) Defermine the avera o hrough

f)  WHen
planes 0

erence

C.12.4] Pracedure for terminating a test plug to coaxial termination reference test head

The mated test plug/coaxial termination reference test-head is inserted in a test fixture
consisting of 4 baluns that are mounted on a ground plane. An example of a test set-up with a
network analyser is illustrated in Figure C.6.
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Fig ifde

C.13 | Essais de FEXT du connecteur

%

Les performances des embases gur tau s%omblaisons de paires doivent étre qualifiées
avec a i i i| par confarmité ayeC les exigences de NEXT de I'Artigle C.8
et les

C.14 ibli 2 aflexi iche de référence
Constrpi i n I'Article C.2. Mesurer son affaiblissement de réflexion
selon affaiblissément de réflexion doit satisfaire aux exigendes du

eau CW¥) \Exigences d’affaiblissement de réflexion pour fiche de référende

“\ﬁ) Gamme de fréquences Exigence d’affaiblissement de
C ajson de pdires réflexion
MHz dB
1,2, 4,5, et 7,8 1a100 2 35
3,6 1a100 2 30
3,6 100 30 < affaiblissement de réflexion
<32

C.15 Affaiblissement de réflexion de connecteur — exigences de mesure

L’affaiblissement de réflexion de I'embase doit étre vérifié avec la fiche de référence pour
affaiblissement de réflexion de I'Article C.14, dans les deux directions.
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K

Figure C.6 — Mated test plug/coaxial termina . test head test configufation

C.13 | Connector FEXT testing

Fixed ¢onnector performange on all pair ¢ 3 prall be qualified with at least ohe test
plug, gomplying with the T CHeexen f Clayse C.8 and the FEXT requiremeénts of
Clausg C.12.

C.14 |Return |®

Build 4 reference plug y nex F.
Its retdrn loss sh@

Table Cs 0ss requirements for return loss reference plug
\& ) F R | i
> requency range eturn loss requiremgnt
Pairsom n MHz dB

12, 45and 285 N\ 110 100 2 35
\

3,6 Q/ 110 100 > 30

3,6 700 30 <returnToss <32

C.15 Connector return loss measurement requirements

The fixed connector shall have its return loss verified with the return loss reference plug from
Clause C.14, in both directions.
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Annexe D
(normative)

Exigences générales pour le montage de mesure

D.1 Instrumentation d'essai

Ces procédures d’essais électriques exigent l'utilisation d’'un analyseur vectoriel de réseaux.
Il conviient que I'analyseur ait une capacité d’'un étalonnage complet a &s. L'analyseur
doit couvrir la gamme de fréquences de 1 MHz a 1 GHz au moins.

G

Deux g$ymétriseurs d’essai au moins sont nécessaires pour réaliser \e bc des
signaux symeétriques équilibrés. Les exigences pour les symgétrkisewrs arirlées a
I’Articl¢ D.4.

Les ch e. Les
exigen D.5.2,
respec

et non
ernant

Les ch
utilisée
les chs

Une p res de

I'affaib dans
I'EN 5(

D.2

Il cony| riseurs
soient

Les sy bur les

lire la

doivent étre limités a 7 cm maximum entre chaque symétriseur et le plan de référence du
connecteur en essai. Les paires doivent rester torsadées entre les symétriseurs et
I’emplacement auquel les connexions sont réalisées. L'impédance des fils d’essai allant du
dispositif en essai aux symétriseurs doit étre gérée, a la fois pour le mode différentiel et le
mode commun, dans la mesure du possible.
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